Ramcova kupna zmluva
uzatvorena podla § 11 zakona &€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (,,ZVO") a § 409 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik
v plathom zneni

(dalej len ,,Zmluva")

Kupujuci:
Nazov: Trenc¢ianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trencine
Sidlo: Studentska 2, 911 05 Trenéin

Statutarny organ/$tatutar:

ICO:
DIC:
Internetova adresa:

(dalej ,,Kupujuci™)

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor univerzity
31 118 259

2021376368

www.tnuni.sk

Predavajuci:
Nazov: KVANT spol. s r.o.
Sidlo: FMFI UK Mlynsk& Dolina

Statutarny organ/$tatutar:

842 48 Bratislava
RNDr. Lubomir Mach, konatel

ICO: 31 398 294
QIC: 2020330565
IC DPH: SK2020330565
zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava |, vlozka ¢. 9220/B,
oddiel Sro
bankové spojenie: CSOB, a.s. Michalska 18, 815 63 Bratislava
Cislo uctu: 4013528494/7500
(dalej ,,Predavajuci”)
uzatvaraju Zmluvu za tychto podmienok:
Preambula
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Zmluva je vysledkom verejnej sutaze vyhlasenej kupujucim ako verejnym obstaravatelom
v silade so ZVO, na obstaranie nadlimitnej zakazky Vyskumna infrastruktira a pristrojové
vybavenie pre vybudovanie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materialov
TnUAD. Predmet Zmluvy bude financovany 2z nenavratného finanéného prispevku
poskytnutého verejnému obstaravatelovi Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a $portu
Slovenskej republiky zastupenym Vyskumnou agentirou Slovenskej republiky pre Strukturalne
fondy EU (dalej ,PoskytovateP NFP") na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného (dalej ,Zmluva o NFP") pre projekt Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku
materidlov (dalej ,Projekt") a/alebo na zaklade inej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku.

Cl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Predavajuceho na pisomnu objednavku Kupujuceho dodat
Kupujucemu v dohodnutom ¢&ase, mnozZstve, vyhotoveni, kvalite, a za dalSich podmienok
dohodnutych v Zmluve Vyskumna i nf rastru ktura a pristrojové vybavenie pre vybudovanie
Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materialov TnUAD - Cast Il: Zariadenia pre
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testovanie chemickych a spektralnych viastnosti materialov, ktory je blizSie Specifikovany
v prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej ,,tovar") a zavdzok Kupujuceho riadne dodany tovar preberat a
zaplatit zan dohodnutu prisldchajucu zmluvnu cenu.

Tato Zmluva ma povahu rdmcovej zmluvy. Jednotlivé Ciastkové kupne zmluvy budd zmluvnymi
stranami uzatvarané na zaklade objednavky zo strany Kupujuceho uskuto€nenej v sulade
s ustanoveniami Zmluvy, priCom sa povazZuju za uzavreté doruenim objednavky
Predavajucemu, a to momentom jej doru€enia, bez potreby jej potvrdenia a/alebo prijatia zo
strany predavajuceho. Jednotlivé C&iastkové kupne zmluvy sa spravuju ustanoveniami tejto
Zmluvy.

Kupujuci nema povinnost objednat Ziaden tovar. Kupujuci neobjedna zo Ziadnej tovarovej
polozky viac ako jeden kus.

Bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy sucastou dodania tovaru su vzdy:

a) licencia/licencie na pouzivanie softvéru dodavaného s tovarom, resp. nevyhnutného na
riadne pouzivanie tovaru;

b) doprava tovaru na miesto inStalacie;

c) inStalacia tovaru a jeho funkéné a softvérové ozZivenie systému;

d) uvedenie do prevadzky;

e) zaSkolenie obsluhy na nainStalovanom zariadeni (na uzivatelskej urovni);

f) odovzdanie dokumentacie potrebnej na pouzivanie tovaru (inStalaénd dokumentécia,

pracovné manualy), vratane vyhlasenia o zhode.

CcL.n
Objednavanie tovaru

Tovar bude objednavany formou pisomnych Ciastkovych objednavok Kupujuceho doru€ovanych
e-mailom a poStou predavajucemu. V pripade, ak by plnenim konkrétnej objednavky zo strany
predavajuceho malo déjst k prekroeniu Maximalnej ceny, na takuto objednavku predavajuci
nebude prihliadat (t.j. neddjde k uzavretiu jednotlivej C&iastkovej kupnej zmluvy v sulade
s ustanovenim bodu 1.2 vysSie), priCom o tejto skuto€nosti bezodkladne informuje kupujuceho.

Objednavky budu obsahovat:
+ oznalenie objednavaného tovaru v sulade s prisluSnymi (dajmi tykajucimi sa
jednotlivej objednavanej polozky, tak ako su uvedené v Prilohe.
. mnozstvo,
+ celkovu cenu objednaného tovaru ako aj ceny v8etkych objednanych polozZiek, uréené
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavky podla tohto &lanku bude v mene kupujuceho opravnena uskutolhovat vyluéne
Statutar alebo osoba, ktori oznami kupujuci predavajucemu pocas trvania Zmluvy, spolu
s kontaktnymi udajmi a udajmi o e-mailovej schranke, z ktorej budu odosielané objednavky.
Kupujuci je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy menovat dalSie osoby opravnené
uskuto€fiovat objednavky podla Zmluvy, pripadne tieto menit, vratane ich kontaktnych udajov
a udajoch o e-mailovych schrankach alebo ich opravnenie objednévat tovar rusit.

Predavajuci poveruje prijimanim objednavok kupujuceho nasledovnu osobu/osoby:

RNDr. Jozef Horvath; e-mail: horvath@kvant.sk

Predavajuci je opravneny kedykofvek pocas trvania tejto Zmluvy menovat dalSie osoby
opravnené prijimat objednavky kupujuceho podfa Zmluvy, pripadne tieto menit, vratane ich
kontaktnych udajov a udajoch o e-mailovych schrankach alebo ich opravnenie prijimat
objednavky tovaru ruSit; vzdy v8ak musi byt aspofi jedna osoba poverena prijimanim
objednavok
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¢i.m
Cena a platobné podmienky

Kupujuci zaplati predavajucemu za tovar, ktory bude riadne dodany kupnu cenu (dalej ,,kipna
cena"). Ceny jednotlivych tovarov su uvedenu cenovej tabulke, ktora tvori prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (,Jednotkové ceny"). Jednotkové ceny su zo strany predavajuceho zavazné pocas
celej doby platnosti tejto Zmluvy, moznost zmeny cien v zmysle ustanovena bodov 3.9 a nasl.
tejto Zmluvy tym nie je dotknuta.

Predpokladana celkova cena tovaru je uvedena v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.

Predpokladana cena za dodany tovar je zaroven cenou maximalnou (,Maximalna cena").
Maximalna cena nebude poc€as plnenia Zmluvy prekrocena.

Kupna cena zahffa vSetky naklady suvisiace s dodanim tovaru na miesto plnenia.

Narok na zaplatenie prisluSnej &asti kupnej ceny vznika po riadnom dodani objednaného
tovaru. Predavajucemu bude zaplatena cena uréena v objednavke.

Kupujuci neposkytuje za predmet plnenia zalohu ani nijaké preddavky z kupnej ceny.

Podkladom k vystaveniu a uhrade faktury bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati
predmetu plnenia podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Predavajuci zasle
kupujucemu faktdru minimalne v Styroch vyhotoveniach najneskdér do 10 dni odo dfia prevzatia
predmetu plnenia kupujucim.

Faktura (dafiovy doklad) musi obsahovat nasledovné nalezitosti:

- obchodné meno predavajuceho, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarne, jeho identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty,

bankové spojenie predavajuceho (nazov a adresa banky predavajuceho, SWIFT kad),

- ¢&islo bankového Gétu (v ramci EU aj v tvare IBAN),

- nazov kupujuceho, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne kupujiuceho
a jeho identifikané Cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum dodania predmetu plnenia, ak tento datum mozno urCit a ak sa odliSuje od datumu
vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- mnozstvo a druh dodaného tovaru,

- zaklad dane, jednotkovlu cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie suU obsiahnuté v jednotkovej
cene,

- sadzbu dane, udaj o oslobodeni od dane alebo v pripadoch, ak predavajuci neuplatfiuje na
fakture DPH =z inych dbévodov, informaciu o osobe povinnej zaplatit DPH, s uvedenim
prislusného ustanovenia pravnych predpisov, ktoré to odévodnuju,

- vySku dane spolu v mene EUR,

- celkovl sumu pozadovanu na platbu v mene EUR zaokruhlent na dve desatinné miesta,

- Cislo a nazov zmluvy,

Lehota splatnosti riadne vystavenej faktiry bude 30 dni od jej doru€enia kupujucemu.
Dojednanie zmluvnych stran vo vztahu k uréeniu ceny tovaru.

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Kupujuci, s cielom overit aktualnu vyhodnost
dohodnutych Jednotkovych cien, vykona kazdych 6 mesiacov platnosti tejto Zmluvy
prieskum trhu. V ramci tohto prieskumu kupujuci oslovi vzdy minimalne ftri
podnikatelské subjekty dodavajuce tovary tvoriace predmet Zmluvy na predlozenie
cenovych ponuk na vSetky tovarové polozky uvedené v prilohe €. 3 tejto Zmluvy, ktoré
v Case prieskumu trhu eSte neboli objednané.

3.10.2 Po ukon€eni prieskumu trhu uréi kupujuci pre kazdu ocenenu tovarovu polozku

samostatne aktualnu cenu ako priemer medzi tromi najniz§imi cenami zistenymi
prieskumom trhu pre konkrétnu tovarovu polozku (,Aktualna jednotkova cena"). Ak
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bude Aktualna jednotkova cena tovarovej polozky nizSia ako jej cena dohodnuta
v prilohe &. 3 tejto Zmluvy, je podmienkou jej nakupu v nasledujucich 6 mesiacoch jej
cenova aktualizacia, pricom aktualizovana cena tovarovej polozky nesmie byt vySSia
ako jej Aktualna jednotkova cena. Aktualizacia ceny bude vykonana formou pisomného
dodatku k Zmluve.

¢l Iv
Miesto dodania

Miesta dodania pre jednotlivé polozky predmetu plnenia su uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy
- Miesta a lehoty dodania jednotlivych poloziek predmetu zmluvy.

CLv
Termin dodania

Lehoty dodania pre jednotlivé polozky predmetu plnenia su uvedené v Prilohe &. 2 tejto zmluvy
- Miesta a lehoty dodania jednotlivych poloziek predmetu zmluvy. Lehota dodania zacina plynut
driom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia objednavky zastupcom Kupujuceho v zmysle
bodu 2.4 CIl. 1l Objednavanie tovaru tejto Zmluvy, najneskér vsak treti pracovny def od
odoslania objednavky.

ClL.vI
Odovzdanie a prevzatie tovaru

Predavajuci je povinny odovzdat tovar, ktorého dodanie je predmetom plnenia, kupujucemu v
stave prevadzkyschopnom, ¢o bude preukazané jeho riadnym vyskuSanim (prevadzkovy test),
ak sa nedohodnu zmluvné strany pisomne inak.

Po inStalacii tovaru (zariadenia) sa zmluvné strany dohodnu na termine vykonania
prevadzkového testu, v ramci ktorého bude overena riadna funkénost tovaru, jeho riadna
montaz a uvedenie do prevadzky a riadne naplnenie vSetkych technickych a technologickych
poziadaviek na tovar uvedenych v Zmluve a/alebo prilohe €. 1 k tejto Zmluve. V pripade, ak sa
zmluvné strany nedohodnu, terminom vykonania prevadzkového testu podla prechadzajucej
vety bude posledny den lehoty na dodanie tovaru v zmysle €l. V tejto Zmluvy.

Uspesny prevadzkovy test je podkladom pre odovzdanie a prevzatie tovaru. NeUspe$ny
prevadzkovy test je dovodom pre odstupenie Objednavatela od prisluSnej jednotlivej kupnej
zmluvy a/alebo tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zavazok predavajuceho dodat tovar riadne a v€as sa povazuje za splneny protokolarnym
odovzdanim tovaru, pricom tovar sa povazuje za dodany riadne, ak bol prevadzkovy test
uspesne vykonany a tovar ma vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach, t.j. je bez vad.
Predavajuci je povinny odovzdat kupujucemu spolu s tovarom vSetku dokumentaciu ktora s
tovarom suvisi (najma certifikaty podfa STN/EN, vyhlasenie o zhode, navod na pouzitie a pod.).
Na chybajucu, nespravnu alebo neuplnt dokumentaciu k tovaru sa hfadi ako na vady tovaru.

O odovzdani a prevzati tovaru su zmluvné strany povinné spisat protokol o odovzdani
a prevzati tovaru, ktory podpiSu opravnené osoby, ktoré sa preberacieho konania zuc&astnili.

Tovar sa nebude povazovat za prevzaty kupujucim v pripade, Ze v protokole o odovzdani
a prevzati budd uvedené vady tovaru. V takomto pripade sa tovar povazuje za odovzdany
predavajucim a prevzaty kupujucim az dhnom vydania zaznamu o odstraneni uvedenych vad
podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
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Cl. VIl Nadobudnutie vlastnictva a prechod rizika

Vlastnictvo k tovaru a riziko nebezpecenstva poskodenia alebo zni¢enia tovaru prechadza na
kupujuceho jeho riadnym prevzatim na mieste plnenia dohodnutom v Zmluve. Prevzatim tovaru
prechadza na kupujuceho riziko zni¢enia alebo poskodenia tovaru.

Cl. VIl Sankcie za porusenie zmluvy, Grok z omes$kania a nahrada $kody

V pripade kazdého poruSenia povinnosti predavajuceho dodat ktorykofvek objednany tovar
riadne a v€as ma kupujuci narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny tovaru, s riadnym
dodanim ktorého je predavajuci v omesSkani za kazdy zacCaty deri omeSkania. Omeskanie s
riadnym dodanim tovaru alebo jeho &asti trvajuce viac ako 30 dni sa povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy a opraviiuje kupujuceho na odstupenie od Zmluvy. Narokom na zmluvnu
pokutu nieje dotknuty narok na nahradu Skody, ktory ostava zachovany v celej vyske.

Za omeSkanie kupujuceho so zaplatenim kupnej ceny ma predavajuci narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den zacaty omeSkania.

€. IX Naroky z vad tovaru

Predavajuci je povinny dodat kupujucemu tovar v mnozstve a kvalite pozadovanej v objednavke
najmad ohladom dohodnutej akosti, miery alebo hmotnosti. Tovar dodany na =zaklade
objednavky musi zodpovedat zavaznym technickym normam. Ak objednavka neurCuje akost
alebo vyhotovenie tovaru, je predavajuci povinny dodat tovar v akosti a vyhotoveni, ktoré sa
hodi na ucel uréeny v objednavke alebo Zmluve, alebo ak tento ucel nie je v objednavke alebo
Zmluve uréeny, na ucel, na ktory sa taky tovar spravidla pouziva.

Ak predavajuci porusi povinnost ustanovenu ¢l. 9.1 tejto Zmluvy, pripadne nesplini akékolvek
iné povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy (napr. ale nielen, uvedenie tovaru do prevadzky) ma
takto dodany tovar vady. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vadou tovaru sa rozumie najma
odchylka od kvality, rozsahu, akosti a vlastnosti tovaru stanovenych v tejto Zmluve vratane jej
priloh a v prislusnych technickych normach, ktoré sa vztahuju na tovar. Za vady tovaru sa
povazuju aj nedorobky, t.j. sluzby, ktoré mali byt v zmysle tejto Zmluvy poskytnuté zo strany
predavajuceho v suvislosti s dodanim tovaru, ale poskytnuté neboli.

Predavajuci zodpoveda za vady, ktoré ma tovar v okamihu prechodu nebezpecenstva na
kupujuceho, aj ked sa vada stane zjavnou az po tejto dobe.

Zmluvné strany sa dohodli, ze kupujuci si méze uplatnit naroky z akychkolvek vad tovaru voci
predavajucemu kedykolvek pocas trvania zaru¢nej doby.

Predavajuci sa zavazuje, ze tovar dodany podla tejto Zmluvy (resp. jednotlivych cCiastkovych
kapnych zmlav) y bude po dobu 24 mesiacov odo dfia dodania tovaru spdsobily na pouzitie na
dohodnuty, inak na obvykly ucel alebo Ze si zachova dohodnuté, inak obvyklé vliastnosti (zaruka
za akost). Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktord kupujuci nemdze uzivat tovar pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda predavajuci.

Tovar ma pravne vady, ak predany tovar je zatazeny pravom tretej osoby, ibaze kupujuci s
tymto obmedzenim prejavil suhlas.

Oznamenie vad tovaru musi byt uskutoCnené pisomne (e-mailom na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby predavajuceho podla bodu 2.4 Cl. Il tejto Zmluvy). Takéto oznamenie musi
obsahovat:

a) oznacenie vady

b) miesto vady
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c) opis ako sa dana vada prejavuje

Predavajuci je povinny bez zbyto€ného odkladu po doruleni reklamacie dohodnut s kupujucim
spb6sob a primeranu lehotu na odstranenie vad, priCom sa predavajuci zavazuje vzdy odstranit
vady v o najkratSom Case. Nastupit na odstranenie na v8etkych vad uplatnenych v zarucnej
dobe je predavajuci povinny najneskdér do 48 hodin po ich oznameni kupujucim. V pripade
havarijnych stavov, t.j. vad, ktorych odstranenie neznesie odklad kvéli Skode vznikajucej v ich
désledku kupujucemu alebo bezprostrednej hrozbe takejto Skody, sa preddvajuci zavazuje
nastupit na odstrdnenie takychto vad bezodkladne po ich nahlaseni a spristupneni objektu
kupujuceho.

Naroky kupujiceho z vad diela sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zakonnika,
ak tato Zmluva vyslovne neustanovuje inak, priCom predavajuci bude pozZadovat, a kupujuci sa
zavazuje uskutoCnit, v prvom rade odstranenie vad tovaru jeho opravou. V pripade, Ze
predavajuci riadne ozndmené vady a nedorobky neodstrani v primeranej lehote, kupujuci je tiez
opravneny dat vady alebo odstranit tretej strane na naklady predavajuceho.

Naroky na nahradu Skody spdsobenej kupujucemu v dbsledku vad tovaru ostivaju nedotknuté
a zachované v celom rozsahu.

Cl. X Osobitné ustanovenia
Kupujuci je opravneny zadrziavat kipnu cenu alebo jej ¢ast za reklamovany tovar.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy po jej podpise stratia platnost alebo u&innost, nie je tym
dotknutd platnost a uc€innost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo
neucinnych ustanoveni tejto Zmluvy alebo na upravu pravnych vztahov, ktoré nie su touto
Zmluvou upravené, sa pouziju ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik, ktoré
st obsahom a u€elom najbliZz8ie obsahu a ucelu tejto Zmluvy.

Predavajuci svojim podpisom na tejto zmluve berie na vedomie, Ze poruSenim jeho zmluvnych
povinnosti zo Zmluvy mézZe byt kupujucemu spbésobena 3koda mnohonasobne prevySujuca
celkovu kupnu cenu tovaru zo Zmluvy.

Predavajuci nie je opravneny bez vyslovného pisomného suhlasu kupujuceho postupit
pohladavky voc&i kupujucemu zo Zmluvy . Postupenie pohladavky voc&i kupujucemu v rozpore
s tymto ¢ldnkom sa povaZuje za postupenie pohfadavky v rozpore s dohodou s dlZznikom podla

§ 525 ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ako
takéto by bolo neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade ak kupujuci neurli inak bude akékolvek pefiazné
plnenie zo strany kupujuceho predavajucemu prednostne pouZzité na uhradu istin pohladavok
predavajuceho vodi kupujucemu a az po uplnom uhradeni istin vSetkych pohfadavok na uhradu
ich prisluSenstva. V pripade existencie viacerych pohfaddvok predavajuceho voc&i kupujucemu
sa takéto pefiazné plnenie pouzije najprv na uhradu istiny pohladavky najskor splatne;j.
Prilohou ¢&. 4 tejto zmluvy je &estné vyhlasenie Predavajuceho, Ze predmet plnenia bude
realizovat sam, bez participacie subdodavatelov. Ak bude mat poc€as plnenia zmluvy
Predavajuci zaujem uzavriet zmluvu so subdodavatefom, ktory sa bude podielat na realizacii
predmetu plnenia, je povinny reSpektovat nasledovné pravidla:
kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,
kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prisludnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej
kvalite, ako Poradca;
Predavajuci oznami Kupujucemu identifikaciu subdodavatela spolu s predlozenim c&estného
vyhlasenia Predavajuceho, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky § 26 ods. 1 zakona
o verejnom obstaravani a aktualizovanym znenim prilohy &. 4
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

Cl. XI Zanik zmluvy

Tato zmluva zanika vyluéne:

a) uplynutim lehoty na ktoru bola uzatvorena alebo vyCerpanim Maximalnej ceny, podla toho,
ktora skutoc¢nost nastane skor

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

c) odstupenim od tejto zmluvy v sulade s jej ustanoveniami.

Cl. XIl Zavereéné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost fiom jej podpisu oboma uc€astnikmi tejto zmluvy a uc&innost
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centralnom registri zmlav.

Akékolvek spory a naroky vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo s fou suUvisiace sa budu riesit
predov§etkym rokovanim a dohodou ucastnikov zmluvy v dobrej viere a s dobrym umyslom.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak sa akékolvek spory alebo naroky vyplyvajiuce z
tejto zmluvy alebo s flou suvisiace nevyrieSia spdsobom uvedenym v predchadzajucom odseku,
rozhodne o nich miestne a vecne prislusny sud.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré tato zmluva neupravuje, ako aj zmluva samotna sa
riadia pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, najmd Obchodnym zakonnikom v
zneni neskorSich predpisov. Ak akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlasené za
neplatné alebo neuplatnitelné na prislusnom sude Slovenskej republiky, takéto vyhlasenie
nebude mat vplyv na Gcinnost a/alebo uplatnitelnost dalSich ustanoveni tejto zmluvy.

VSetky podmienky a ustanovenia tejto zmluvy su zavazné aj pre vSetkych pravnych nastupcov a
osoby, na ktoré boli prava alebo zavazky z tejto zmluvy, &i uz na zaklade zakona alebo zmluvy,
prevedené alebo postupené.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) originalnych rovnopisoch, pricom kupujuci dostane fri
(3) vyhotovenia v slovenskom jazyku a predavajuci jedno (1) vyhotovenie v slovenskom jazyku..

Akékolvek zmeny tejto zmluvy budi vykonavané formou pisomnych a oc&islovanych dodatkov,
podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Akékolvek zmeny tejto zmluvy vykonané v inej forme
nebudu pre ucastnikov tejto zmluvy zavazné.

Ugastnici tohto zmluvného vztahu prehlasuju, Ze si zmluvu preéitali, vzajomne vysvetlili, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu s fiou ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok vlastnoruéne podpisali a su si plne vedomi
nasledkov z nej vyplyvajucich.

Cl. Xl Dalsie podmienky

Z dovodu, ze predmet plnenia bude financovany z prostriedkov poskytnutych kupujicemu na
zaklade Zmluvy o NFP, bude predavajuci povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
sUvisiacich s dodavkou predmetu plnenia kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP
a to opravnenymi osobami v zmysle ¢lanku 12 vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy
o NFP a poskytnut tymto osobam vSetku potrebnu sucéinnost. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby.

b) Najvy$si kontrolny urad SR, prislu§na Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby.

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a Eurdépskeho spolocenstva.
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Priloha ¢. 2

k Ramcovej

zmluve -

jednotlivych poloziek predmetu zmluvy

[Alt II]: Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Miesta a lehoty dodania

C.P. N&azov polozky Miesto dodania Lehota dodania
Subor na chemicku analyzu roztokov a Centrum kompetencie pre
23. tuhych latok vyskum skla VILA, TnUAD,
Studentska 2, 91150 Trenéin 3 mesiace
Diferencialny skenovaci kalorimeter Centrum kompetencie pre
24. vyskum skla VILA, TnUAD,
Studentska 2, 91150 Trendin 3 mesiace
Zariadenie na charakterizaciu Struktury latok | Fakulta Specialnej techniky,
25. pomocou nuklearnej magnetickej TnUAD, Pri Parku 19, 91106
rezonancie Tren€in 6 mesiacov
Subor excitacnych pulznych diédovych Centrum kompetencie pre
26. svetelnych zdrojov (NanoLED a laserové vyskum skla VILA, TnUAD,
NanoLED) Studentska 2, 91150 Trendin 4 mesiace
Termoemisny elektrénovy rastrovaci Fakulta priemyselnych
27. mikroskop s EDX analyzatorom technolégii, TNUAD, |. Krasku
491/30, 02001 Puchov 3 mesiace
Autoemisny rastrovaci elektrénovy Fakulta priemyselnych
28. mikroskop s prvkovym analyzatorom technoldgii, TnUAD, |. Krasku
491/30, 02001 Puchov 3 mesiace
FTIR spektrometer s FT- Raman modulom Fakulta priemyselnych
29. technoldgii. TnUAD. |. Krasku
491/30, 02001 Puchov 3 mesiace
Réntgenfluorescenény energodisperzny Fakulta priemyselnych
30. spektrometer pre meranie tuhych a technoldgii, TnUAD, |. Krasku
kvapalnych vzoriek 491/30, 02001 Puchov 3 mesiace
Hmotnostny a infracerveny spektrometer Centrum kompetencie pre
31. pre termicky analyzator Netzsch STA 449 vyskum skla VILA, TnUAD,
F1 Jupiter Studentska 2, 91150 Trendin 6 mesiacov
Miktoskop atomarnych sil pre Ramanov Centrum kompetencie pre
32. spektrometer Renishaw InVia vyskum skla VILA, TnUAD,
Studentska 2, 91150 Trendin 3 mesiace
Modul na meranie mikrodifrakcie pre RTG Centrum kompetencie pre
33. difraktometer Panalytical Empyrean vyskum skla VILA, TnUAD,
Studentska 2, 91150 Trendin 3 mesiace
Kompenzator magnetickych poli k Centrum kompetencie pre
34 elektronovému mikroskopu Jeol 7600F vyskum skla VILA, TnUAD,

Studentska 2, 91150 Trenéin

3 mesiace




PRILOHA €. 3
CENOVA TABULKA - POLOZKOVY ROZPOCET

Cast Il: Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych viastnosti materialov

C.
polozk

y

Nazov polozky

Mnozstvo

Cena v EUR
bez DPH

DPH v EUR
(sadzba 20 %)

Cena v EUR
vratane DPH

¥

Subor na chemickd analyzu
roztokov a tuhych latok

1015 000,00

203 000,00

1 218 000,00

Diferencialny skenovaci
kalorimeter

204 000,00

40 800,00

244 800,00

Zariadenie na
charakterizaciu Struktary
latok pomocou nuklearnej
magnetickej rezonancie

1842 000,00

368 400,00

2 210 400,00

Excitacné pulzné diédové
Subor excitaénych
pulznych diédovych
svetelnych zdrojov
(NanoLED a laserové
NanoLED)

90 000,00

18 000,00

108 000,00

Termoemisny elektronovy
rastrovaci mikroskop s EDX
analyzatorom

215 350,00

43 070,00

258 420,00

Autoemisny rastrovaci
elektronovy mikroskop
s prvkovym analyzatorom

695 000,00

139 000,00

834 000,00

FTIR spektrometer s FT-
Raman modulom

137 500,00

27 500,00

165 000,00

Rontgenfluorescenény
energodisperzny
spektrometer pre meranie
tuhych a kvapalnych
vzoriek

128 500,00

25 700,00

154 200,00

Hmotnostny a infraCerveny
spektrometer pre termicky
analyzator Netzsch STA
449 F1 Jupiter

223 200,00

44 640,00

267 840,00

10.

Mikroskop atomarnych sil
pre Ramanov spektrometer
Renishaw InVia

240 600,00

48 120,00

288 720,00

1.

Modul na meranie
mikrodifrakcie pre RTG
difraktometer Panalytical
Empyrean

51 600,00

10 320,00

61 920,00

12.

Kompenzator magnetickych
poli k elektronovému
mikroskopu Jeol 7600F

62 800,00

12 560,00

75 360,00

Cena celkom v EUR bez DPH

4 905 550,00

Vyska DPH v EUR (sadzba 20 %)

981110,00

Cena celkom v EUR vratane DPH

5 886 660,00

V Bratislave 4.8.2015
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Priloha ¢. 4

Cestné prehlasenie o realizovani dodavok
Ja dolu podpisany zastupca spolo¢nosti KVANT spol. s r.o. &estne prehlasujem, e predmet
plnenia budem realizovat’ sam, bez participacie subdodavatelov.

Cestne prehlasujem, Zze realizacia plnenia bude uskuto¢nena v stlade so zmluvnymi
podmienkami.

ic

V' Bratislave, dna 4.8.2015
RNDr. Lubomir Mat
konatel
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Trencianska univerzita Alexandra Dubdéeka v Trenéine
Studentska 2
911 50 Trencin

Splnenie technickej Specifikacie

Cast’ I1

Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Polozka ¢. 23 Subor na chemicku analyzu roztokov a tuhvch latok

Vyrobca: Agilent Technologies Inc
Model: 5100 SVDV ICP-OES
Vyrobca: Agilent Technologies Inc
Model: Agilent 7900 ICP-MS,
Vyrobca: Teledyne CETAC Technologies
Model: LSX-213 G2+ Nd:YAG Laser Ablation System
Vyrobca: Thermo Scientific
Model: Dionex™ [CS-5000+
Poziadavka Splnenie
Polozka €. 23: Subor na chemicku analyzu roztokov a tuhych latok
45 . ,
ZAKLADNY OPIS
451 Predmetom zakazky je sustava SPlna .,
. (Predmetom zakazky je ststava
pozostavajuca z: (.
pozostavajuca z:)
45.1.1 optického emisného spektrometra s Spiiia
indukéné viazanou plazmou (ICP OES), (optického emisného spektrometra s
induk¢éné viazanou plazmou (ICP OES),)
45.1.2 optického emisného spektrometra s Spiia
hmotnostnou spektrometriou (ICP MS), (optického emisného spektrometra s
hmotnostnou spektrometriou (ICP MS),)
45.1.3 zo systému na laserovu ablaciu (LA), Spiia
ktory je mozné alternativne prepojit’ a (zo systému na laserovi ablaciu (LA), ktory
pouzit’ alebo s ICP OES, alebo s ICP je mozné alternativne prepojit’ a pouzit’ alebo
MS, s ICP OES, alebo s ICP MS,)
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45.1.4 sady i6novych chromatografov, ktoré Spina
pracuju bud’ samostatne, alebo je ich (sady ionovych chromatografov, ktc
mozné pripojit’ na vstup k ICP MS ako | pracuju bud’ samostatne, alebo je ich m
zariadenia na $pecidciu analytu na pripojit’ na vstup k ICP MS ako zariader
Specialne analyzy a vyvoj analytickych §peciaciu analytu na Specialne analyz}
metodik (d’alej len ,,Systém"). vyvoj analytickych metodik.)
46 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAME1
46.1 C e, . N
Opticky emisny spektrometer s indukéné viazanou plazmou ICP OES
46.1.1 Peristalticka pumpa asponn 5-kanalova. Spina
(Peristaltickd pumpa S-kanélova.)
46.1.2 Skuto¢ne simultanne radialne aj axialne Splna
snimanie ziarenia z plazmy. (Skutocne simultanne radialne aj axialne
snimanie ziarenia z plazmy.)
46.1.3 Orientacia plazmy vertikéalna. Spiia
(Orientacia plazmy vertikalna.)
46.1.4 Elektronicky riadené ovladanie Spiia
prietokov vsetkych plynov. (Elektronicky riadené ovladanie prietokov
vSetkych plynov.)
46.1.5 Frekvencia RF generatora ~ 27 MHz. Spina
(Frekvencia RF generatora 27 MHz.)
46.1.6 Vykon RF generatora min. v rozmedzi Spiia
700 - 1500 W, nastavitel'ny plynulé, (Vykon RF generatora min. v rozmedzi 700
alebo s krokom maximalne 10 W. - 1500 W, nastavitel'ny s krokom 10 W.)
46.1.7 Stabilita vykonu RF generatora: lepsia Spiia
ako 0,1%. (Stabilita vykonu RF generatora: lepSia ako
0,1%.)
46.1.8 Odvadzanie studeného chvostu plazmy Spiia
prostrednictvom chladeného konusu. (Odvéadzanie studeného chvostu plazmy
prostrednictvom chladeného kénusu.)
46.1.9 Echelle polychromator stabilizovany na Spiia
teplotu 35°C. (Echelle polychromator stabilizovany na
teplotu 35°C.)
46.1.10 | Snimanie echellogramu 70-teho 2
poriadku. ~ Splia _
46.1.11 | Typ detektora: CCD. Splna
(Typ detektora: CCD.)
46.1.12 | Frekvencia ¢itania detektora minimélne Splna
1 MHz. (Frekvencia Citania detektora 1 MHz.)
46.1.13 | Rozsah vlnovych dizok: plné pokrytie Spiia
rozsahu 167 - 785 nm. (Rozsah vinovych dizok: plné pokrytie
rozsahu 167 - 785 nm.)
46.1.14 | Chladenie detektora Peltierovym Spiia
¢lankom na teplotu aspon -40°C. (Chladenie detektora Peltierovym ¢lankom
na teplotu -40°C.)
46.1.15 | Adaptivne nastavenie snimania i

jednotlivych pixelov detektora.

Spiia
(Adaptivne nastavenie snimania jednotlivych
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pixelov detektora.)

46.1.16 | Ochrana pixelov detektora pred Spiiia
intenzivnym Zziarenim dopadajucim na | (Ochrana pixelov detektora pred intenzivnym
vedlajSie pixely (zamedzenie tzv. ziarenim dopadajicim na vedlajSie pixely
blooming efektu). (zamedzenie tzv. blooming efektu).)
46.1.17 | Stabilita signalu: menej ako 1 % RSD Spiia
pocas 8 hodin bez vnutorného Standardu | (Stabilita signalu: menej ako 1 % RSD pocas
alebo inej korekcie. 8 hodin bez vnutorného Standardu alebo inej
korekcie.)
46.1.18 | Rozlisenie (FWHM) pre As 188.980 nm Spiia
aspon 0,007 nm. (Rozlisenie (FWHM) pre As 188.980 nm < 7
pm)
46.1.19 | Recirkula¢ny chladi¢ chladiacej vody. Splna
(Recirkula¢ny chladi¢ chladiacej vody.)
46.1.20 | Softvér a datastanica pre ovladanie Spiia
pristroja, zber udajov a ich (Softvér a datastanica pre ovladanie pristroja,
vyhodnocovanie. zber udajov a ich vyhodnocovanie.)
46.1.21 | Moznost volby korekcie pozadia Spiia
minimalne medzi automatickou (Moznost’ vol'by korekcie pozadia medzi
korekciou, fitovanou korekciou, automatickou korekciou, fitovanou
korekcia zalozena na automatickom korekciou, korekcia zalozena na
modelovani pikov (FACT), automatickom modelovani pikov (FACT),
medziprvkova korekcia (IEC). medziprvkova korekcia (IEC).)
46.1.22 | Konfiguracia pocitata musi byt Spiia
dostato¢na pre plynuli a plnohodnotnti (Konfiguracia pocitaca je dostatocna pre
pracu s pristrojom (ovladanie, meranie, plynult a plnohodnotnt pracu s pristrojom
vyhodnocovanie, reportovanie, (ovladanie, meranie, vyhodnocovanie,
zalohovanie na DVD-RW). reportovanie, zalohovanie na DVD-RW).)
46.1.23 | Automaticky davkovac¢ s minimalne 120 Spiia
poziciami pre vzorky a automatickym (Automaticky davkovac s az do 360
oplachom davkovacej ihly. poziciami pre vzorky a automatickym
oplachom davkovacej ihly.)
46.1.24 | Stc¢astou dodavky musia byt vSetky Spiia
sucasti potrebné k instalacii a uvedeniu (Stcastou dodavky s vSetky stcasti
zariadenia do prevadzky (ventily, potrebné k instalacii a uvedeniu zariadenia
hadicky, vialky, atd'.). do prevadzky (ventily, hadicky, vialky,
atd’.).)
46.1.25 | Sucastou dodavky musi byt minimalne Spina
I kompletny nahradny dopravny systém, | (Sgagastou dodévkyje 1 kompletny néhradny
vratane rozprasovacej komory a 1 dopravny systém, vratane rozprasovacej
kompletny dopravny systém, v ratane komory a 1 kompletny dopravny systém,
rozprasovacej komory a horaka pre vratane rozpraSovacej komory a horaka pre
pracu s HF. pracu s HF.)
46.1.26 | Sucastou dodavky musi byt aj zalozny Splna

zdroj zabezpecujuci prevadzku
zariadenia pri vypadku elektrickej
energie (tzv. UPS).

(Sucastou dodavky je aj zalozny zdroj
zabezpecujuci prevadzku zariadenia pri
vypadku elektrickej energie (tzv. UPS).)
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46.1.27 |Napéajanie pristroja musi zodpovedat Spina
Standardom elektrickej siete v SR, t.j. (Nap4janie pristroja zodpoveda Standarde
230 V a 50/60 Hz. elektrickej siete v SR, t.j. 230 V a 50/60 H
46.2 Hmotnostny spektrometer s indukéné viazanou plazmou ICP MS
46.2.1 Pristroj musi byt vybaveny vstupom Spina
vzorky, konusmi a SoSovkami ur¢enymi (Pristroj je vybaveny vstupom vzorky,
pre analyzu environmentalnych vzoriek | konusmi a SoSovkami urenymi pre analyzi
(nie polovodi¢ovych materialov). environmentalnych vzoriek (nie
polovodic¢ovych materialov).)
46.2.2 Zariadenie pre zried'ovanie aerosolu Spina
umoziujuce priame davkovanie vzoriek (Zariadenie pre zried'ovanie aeroso6lu
s koncentraciou rozpustenych tuhych umoziujice priame dadvkovanie vzoriek s
latok az do desiatok percent. koncentraciou rozpustenych tuhych latok az
do desiatok percent.)
46.2.3 Horak vybaveny tieniacim systémom. Sp{ﬁa
(Horak vybaveny tieniacim systémom.)
46.2.4 Systém odstrafiovania interferencii: Splia
Kolizno/reak¢na cela, (Systém odstratiovania interferencii:
Kolizno/reakéna cela,)
46.2.5 Geometria cely: oktopol. Spina
(Geometria cely: oktopol.)
46.2.6 Spolahlivost’ odstrafiovania interferencii Spina
Cistym He pre vsetky analyty aj v (Sporlahlivost’ odstraniovania interferencii
neznamych matriciach musi byt ¢istym He pre vSetky analyty aj v neznamych
deklarovana vyrobcom. matriciach je deklarovand vyrobcom.)
46.2.7 Rychla zmena rezimu cela bez plynu/s Spina
plynom, pripadne rychla vymena (Rychla zmena rezimu cela bez plynu/s
jedného plynu za iny ? 5 sek. plynom, pripadne rychla vymena jedného
plynu za iny do 5 sek.)
46.2.8 Dynamicky rozsah detektora: min 11 Spina
poriadkov. (Dynamicky rozsah detektora: 11 poriadkov.)
46.2.9 | Citlivost: Spina
(Citlivost™)
46.2.9.1 |Li(7): min. 50 Mcps/ppm, Spliia
(Li (7): 50 Mcps/ppm,)
46.2.9.2 Y (89): min. 300 Mcps/ppm, Spifla
(Y (89): 300 Mcps/ppm,)
46.2.9.3 | TI (205): min. 200 Mcps/ppm, Spifla
(T1(205): 200 Mcps/ppm,)
46.2.10 | Pozadie: merané na m/z zodpovedajice Splna
I'ubovol'nému prvku pre rezim bez plynu (Pozadie: merané na m/z zodpovedajuce
v cele: max. 1 cps. Tubovolnému prvku pre rezim bez plynu v
cele: <. 1 cps.)
46.2.11 | Pomer oxidov CeO/Ce: max. L5 %. Spina
(Pomer oxidov CeO/Ce: do 1,5 %.)
46.2.12 | Pomer oxidov CeO/Ce pri zried'ovani Spina

aerosolu: max. 0,5 %.

(Pomer oxidov CeO/Ce pri zried'ovani
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aerosolu: do 0,5 %.)

46.2.13 | Pomer Ce2+/Ce: max. 3 %. 3
Splna
46.2.14 |Medze detekcie bez plynu v cele (3 T bcéﬁﬁf' R
sigma): (Medze detekcie bez plynu v cele (3 sigma):)
46.2.14.1 | Be (9): min. 0,2 ppt, Splita
(Be (9): 0,2 ppt,)
46.2.14.2 | In (115): min. 0,05 ppt, Spiia
(In (115): 0,05 ppt,)
46.2.14.3 | Bi (209): min. 0,08 ppt, /
Splna
46.2.15 |Medze detekcie s He v cele a (B1 (20%)5iR:08 ppt,)
pritomnost’ou interferujucich latok ako (Medze detekcie s He v cele a pritomnost'ou
napr. HN03, HC1, Ca vo vzorke: interferujucich latok ako napr. HN03, HCI,
Ca vo vzorke:)
46.2.15.1 | As (75): max 20 ppt, Spia
(As (75): 20 ppt,)
46.2.15.2 | Se (78): max 40 ppt. ”
Splna
46.2.16 | Autosampler: kapacita min. 50 (Se Ug%ig‘: ppt.)
vzorkovnic. (Autosampler: kapacita 180 vzorkovnic.)
46.2.17 | Recirkula¢ny chladi¢ chladiace;j Spina
kvapaliny pre chladenie ICP-MS. (Recirkula¢ny chladi¢ chladiacej kvapaliny
pre chladenie ICP-MS.)
46.2.18 | Datastanica: Spina
(Datastanica:)
46.2.18.1 | Konfiguracia pocitata musi byt Spina
dostatocna pre plynulu a plnohodnotnt (Konfiguracia pocitaca je dostatocna pre
préacu s pristrojom (ovladanie, meranie, plynult a plnohodnotnt pracu s pristrojom
vyhodnocovanie, reportovanie, (ovladanie, meranie, vyhodnocovanie,
zalohovanie na DVD-RW). Softvér pre reportovanie, zalohovanie na DVD-RW).
zber Casovo-rozlisenych Softvér pre zber ¢asovo-rozliSenych
(chromatogramov) z ICP-MS. (chromatogramov) z ICP-MS.)
46.2.18.2 | Monitor: min 21". Spina
(Monitor: 21".)
46.2.18.3 | Laserova tlaciarefi, monochromaticka. Spina
(Laserova tlaciareni, monochromaticka.)
46.2.18.4 | Softvér pre ovladanie pristroja, zber Spina
udajov, ich vyhodnocovanie a (Softvér pre ovladanie pristroja, zber udajov,
reportovanie s exportom do tabul’kového ich vyhodnocovanie a reportovanie s
procesora. exportom do tabulkového procesora.)
46.2.19 | Sucastou dodavky musia byt vSetky Spina

sucasti potrebné k instalacii a uvedeniu
zariadenia do prevadzky (ventily,
hadicky, vialky, atd’.).

(Sucastou dodavky su vsetky sucasti
potrebné k inStalacii a uvedeniu zariadenia
do prevadzky (ventily, hadicky, vialky,
atd.).)
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46.2.20 | Sucastou dodavky musi byt zariadenie Spina
na Cistenie kyselin. (Sucastou dodavky je zariadenie na Cisteni
kyselin.)
46.2.21 | Sucastou dodavky musi byt aj zalozny Spina
zdroj zabezpecujuci prevadzku (Sucastou dodavky je aj zalozny zdroj
zariadenia pri vypadku elektricke; zabezpedujuci prevadzku zariadenia pri
energie (tzv. UPS) s prikonom min. 10 vypadku elektrickej energie (tzv. UPS) s
kW. prikonom 10 kW.)
46.2.22 | Napajanie pristroja musi zodpovedat’ Spina
Standardom elektrickej siete v SR, t.j. (Napéjanie pristroja zodpoveda Standardom
230 V a 50/60 Hz. elektrickej siete v SR, t.j. 230 V a 50/60 Hz.)
46.2.23 | Sucastou dodavky musi byt kompletny Spina
rozvod nosn¢ho plynu s ochrannou (Sucastou dodavky je kompletny rozvod
klietkou pre min. 4 zasobniky Ar a nosného plynu s ochrannou klietkou pre 4
automatickym prepinanim so zésobniky Ar a automatickym prepinanim so
signalizaciou a redukéné ventily pre signalizaciou a reduk¢né ventily pre kolizne
kolizne plyny. plyny.)
46.3 , , .
Laserova ablacia:
46.3.1 Laserovy ablacny systém s Nd:YAG Spina
laserom emitujlicim Ziarenie na piatej (Laserovy abla¢ny systém s NdYAG
harmonickej frekvencii o vinovej dizke laserom emitujlicim Zziarenie na piatej
213 nm. Sucastou ablacného systému harmonickej frekvencii o vinovej dizke 213
musi byt 2 - objemova ablacna cela s nm. Sucast'ou abla¢ného systému je 2 -
rozmermi minimalne 100x100 mm, objemov4a ablacna cela s rozmermi 100x100
ktord je pocitacom posuvatelnd v osiach | mm, ktora je pocitacom posuvatelna v osiach
X, Y s krokom minimalne 0,16 um. X, Y s krokom 0,16 um.)
46.3.2 Typ lasera: Nd:YAG s vlnovou diZkou Spina
213 nm. (Typ lasera: NdYAG s vlnovou dizkou 213
nm.)
46.3.3 Energia laserového pulzu 4 mJ a lepsia. Spina
(Energia laserového pulzu viac ako 4 mlJ.)
46.3.4 Stabilita medzi jednotlivymi pulzmi Spina
minimalne 3% a lepsia. (Stabilita medzi jednotlivymi pulzmi 2%.)
46.3.5 Dizka pulzu 5 ns. :
Spina
46.3.6 VoliteI'na rychlost’ opakovania pulzov (Dlika&ﬂﬂﬁ&l 5 ns.)
aspoi v rozsahu 1-20 Hz. (Volitel'na rychlost opakovania pulzov v
rozsahu 1-20 Hz.)
46.3.7 Moznost’ vol'by velkosti bodu v rozsahu Spina
aspon 4 - 200 um v min 14 krokoch. (Moznost’ vol'by velkosti bodu v rozsahu 4 -
200 um v 14 krokoch.)
46.3.8 Laser musi byt synchronizovany s ICP- Spina
MS systémom. (Laser je synchronizovany s ICP-MS
systémom.)
46.3.9 Minimalne 9 mddov laserovej ablacie. Spina
(9 modov laserovej ablacie.)
46.3.10 |Editor sekvencie.

Spina
(Editor sekvencie.)
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46.3.11 | Digitalne meranie velkosti povrchu . Spiiia
(Digitalne meranie velkosti povrchu .)
46.3.12 | Softvérom riadeny stolcek vo Spiia
vertikdlnom smere s rozliSenim min. (Softvérom riadeny stol¢ek vo vertikalnom
0,78 nm. smere s rozliSenim 0,78 um.)
46.3.13 |PocitaCom riadeny parfokalny video Spiia
mikroskop. (PocitaCom riadeny parfokalny video
mikroskop.)
46.3.14 | Opticky zvidcSenie v rozsahu aspon 2,5- Spiia
32,5x. (Opticky zvécsenie v rozsahu 2,5-32,5x.)
46.3.15 |Zorné pole aspon 6 mm. Spiia
(Zorné pole 6 mm.)
46.3.16 | Optické rozliSenie min. 2 um. Spina
(Optické rozlisenie 2 um.)
46.3.17 |Nezavislé vysoko intenzivne LED Spiia
osvetlenie. (Nezavislé vysoko intenzivne LED
osvetlenie.)
46.3.18 |Pocitacom riadend fokusacia a zoom. Spina
(Pocitacom riadena fokusacia a zoom.)
46.3.19 |Moznost zaznamenavat’ video aj Spina
obrazky. (Moznost’ zaznamenavat’ video aj obrazky.)
46.3.20 | Vzorkovanie zabezpecené otvorenou Spiia
architektarou vzorkovacieho priestoru (Vzorkovanie zabezpecené otvorenou
pre ¢o najvacsiu flexibilitu systému, architektirou vzorkovacieho priestoru pre ¢o
moznost’ pouzitia motorizovaného najvacsiu flexibilitu systému, moznost’
stol¢eka s rozliSenim aspon 0,16 um pri pouzitia motorizovaného stol¢eka s
vSetkych rychlostiach. rozliSenim 0,16 um pri vSetkych
rychlostiach.)
46.3.21 | Systém musi umozinovat rychle Spiia
prepinanie medzi Ar a He ako nosnym (Systém umoziuje rychle prepinanie medzi
plynom pomocou zabudovanych Ar a He ako nosnym plynom pomocou
ventilov a monitorovanie hmotnostného zabudovanych ventilov a monitorovanie
toku tychto plynov. hmotnostného toku tychto plynov.)
46.3.22 | Systém musi obsahovat’ dvojkomorovi Spiiia
vzorkovaciu celu s rychlym prenosom (Systém obsahuje dvojkomorovi
vyparenej vzorky do ICP-MS systému. vzorkovaciu celu s rychlym prenosom
vyparenej vzorky do ICP-MS systému.)
46.3.23 |Rychlost vymytia cely na 0,1% z Spiia
povodnej hodnoty do 1 sekundy. (Rychlost vymytia cely na 0,1% z pdvodnej
hodnoty do 1 sekundy.)
46.3.24 | Stcastou zariadenia budu vsetky Spiia
sucasti, potrebné k instalacii a spusteniu (Sucastou zariadenia budu vsetky sucasti,
zariadenia (ventily, hadicky, vialky potrebné k inStal4cii a spusteniu zariadenia
atd’.). (ventily, hadic¢ky, vialky atd’.).)
46.3.25 | Sucastou dodavky musi byt aj zalozny Spiia

zdroj zabezpecujlci prevadzku
zariadenia pri vypadku elektrickej
energie (tzv. UPS) s prikonom min. 10
kW.

(Sucastou dodavky je aj zalozny zdroj
zabezpecujuci prevadzku zariadenia pri
vypadku elektrickej energie (tzv. UPS) s

prikonom 10 kW.)
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46.3.26 |Napédjanie pristroja musi zodpovedat’ Spina
Standardom elektrickej siete v SR, t.j. (Nap4janie pristroja zodpoveda Standardom
230 V a 50/60 Hz. elektrickej siete v SR, t.j. 230 V a 50/60 Hz.
40.4 Sada iénovych chromatografov
46.4.1 I6nové chromatografy musia umoziovat Spiiia
stanovenie obsahu beznych aniénov: (I6nové chromatografy umoziuji stanovenie
siranov, dusi¢nanov, dusitanov, obsahu beznych aniénov: siranov,
fosforec¢nanov, uhli¢itanov, chloridov, dusi¢nanov, dusitanov, fosforeCnanov,
fluoridov, bromidov, kationov: NH4+, uhli¢itanov, chloridov, fluoridov, bromidov,
Li, Na, K, Ca, Mg s prepojenim na ICP kationov: NH4+, Li, Na, K, Ca, Mg s
MS na $peciaciu analytov (oxida¢nych | prepojenim na ICP MS na $peciaciu analytov
stupnov analyzovanych kovov). (oxidaénych stupiiov analyzovanych
kovov).)
46.4.2 Systém pre simultanne, t.j. sucasne Spiiia
stanovenie kationov (NH4+, Na, K, Ca, (Systém pre simultanne, t.j. sucasne
Mg, Li), anidnov (sirany, dusi¢nany, stanovenie kationov (NH4+, Na, K, Ca, Mg,
dusitany, fosfore¢nany, chloridy, Li), anidénov (sirany, dusi¢nany, dusitany,
fluoridy, bromidy,) metédou id6nove;j fosfore¢nany, chloridy, fluoridy, bromidy,)
chromatografie. metdodou idnovej chromatografie.)
46.4.3 Elucia - izokraticka. Sp&ﬁa
(Elucia - izokraticka.)
46.4.4 Supresia - chemicka aj C 02 . Splna
(Supresia - chemicka aj C02.)
46.4.5 Detekcia - vodivostna pre kationy a Spiiia
aniony. (Detekcia - vodivostna pre kationy a
aniony.)
46.4.6 Déavkovanie vzoriek automatickym Spina
davkovacom. (Davkovanie vzoriek automatickym
davkovacom.)
46.4.7 Systém riadeny externym Splna
vyhodnocovacim zariadenim. (Systém riadeny externym vyhodnocovacim
zariadenim.)
46.5 Pumpy
46.5.1 1 x pre meranie aniénov + 1 x pre Spina
meranie kationov. (1 x pre meranie aniénov + 1 x pre meranie
kationov)
46.5.2 Dvojpiestova v prevedeni sériového Spiiia
usporiadania, riadena mikroprocesorom, (Dvojpiestova v prevedeni sériového
nastavitel'na rychlost’ prietoku, usporiadania, riadend mikroprocesorom,
konstantny zdvih, s timicom pulzov, nastavitel'na rychlost’ prietoku, konsStantny
chemicky inertna, prevedenie Cerpacej zdvih, s tlmi¢om pulzov, chemicky inertna,
hlavy a prietokovych ciest bez obsahu prevedenie Cerpacej hlavy a prietokovych
kovu. ciest bez obsahu kovu.)
46.5.3 Pozostava z dvoch Cerpadiel pracujucich Spina

v izokratickom prevedeni.

(Pozostava z dvoch cerpadiel pracujtcich v
izokratickom prevedeni.)
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46.5.4 Prietok- 0,001 az 10,000 ml/min. Spiﬁa
(Prietok- 0,001 az 10,000 ml/min.)
46.5.5 Reprodukovatelnost’ nastavenia prietoku Spifla
do 0,1 %. (Reprodukovatel'nost’ nastavenia prietoku do
0.1 %)
46.5.6 Vakuové odplynenie eluentu. épiﬁal
(Vakuové odplynenie eluentu.)
46.5.7 Prevedenie : 2 x izokratické . Spina
(Prevedenie : 2 x izokratické.)
46.5.8 Tlmi¢ pulzov. Spfﬁa
(Tlmi¢ pn]7n\ 2
46.6 Detektory:
46.6.1 2 x vodivostny detektor. Spiia
(2 x vodivostny detektor.)
46.6.2 Mikroprocesorom kontrolovany Spina
digitalny signal. (Mikroprocesorom kontrolovany digitalny
signal.)
46.6.3 Termostatovana cela do 50 °C, stabilita Spina
teploty lepsia ako 0,001 °C. (Termostatovana cela do 50°C, stabilita
teploty lepsia ako 0,001°C.)
46.6.4 Meraci rozsah v rozpéti 0-15000 uS/cm. Spina
(Meraci rozsah v rozpéti 0-15000 u.S/cm.)
46.6.5 Objem cely: ? 1 uL. Spina
(Objem cely: 1 uL.)
46.6.6 Priestor pre ulozenie kolon pre Spiiia
stanovenie anionov a kationov. (Priestor pre uloZenie kolon pre stanovenie
anioénov a kationov.)
46.6.7 Dva termostaty kolon, kazdy s vlastnym Spiia
nezavislym ohrevom. (Dva termostaty kolon, kazdy s vlastnym
nezavislym ohrevom.)
46.6.8 |Rozsah-do 80 °C. Spina
(Rozsah-do 80°C.)
46.6.9 Stabilita teploty lepsia ako 0,1°C. Spiia
i (Stabilita teploty lepSia ako 0,1 °C.)
46.6.10 |Maximalna dlzka kolony - 250 mm. Splia
(Maximalna dizka kolény - 250 mm.)
46.6.11 | Vsetky moduly musia mat’ vlastny Spina
manualny davkovaci ventil. (Vsetky moduly maju vlastny manudlny
davkovaci ventil.)
46.7 Autosampler:
46.7.1 kapacita: min. 50 x 10 ml vzorkovnice . Spina
(kapacita: 50 x 10 ml vzorkovnice.)
46.8
Supresory:
46.8.1 1 ks chemicky stanovenie anidonov . Spina

(1 ks chemicky stanovenie anionov .)
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46.8.2 1 ks C0O2 pre stanovenie anionov. Spina
(1 ks C0O2 pre stanovenie ani6nov.)

46.9

Kolény a predkolény pre stanovenie minimalne nasledujiicich analytov:
46.9.1 NH4+, Li, Na, K, Ca, Mg, NO03,N02, Spina

S04, Cvl, Br, anorgvanlc_k’é .sirne aniony, (NH4+, Li, Na, K, Ca, Mg, N03, N02, S04,

fosfore¢nany, pre Speciaciu. Cl, Br, anorganické sirne aniony,

fosforeCnany, pre Speciaciu.)

46.10 ,

Softvér:
46.10.1 |Riadiaci, vyhodnocovaci softvér pre Spiﬁa

dvojkandlova i6novi chromatografiu. (Riadiaci, vyhodnocovaci softvér pre

dvojkanalovy i('mn\]n'l chromatografiu.)

46.11 Ri::}(.liaci pocitac a laserova farebna Splia

tladiarefi. (Riadiaci pocita¢ a laserova farebna

tladiaren.)

46.12 Sucastou zariadenia budu vsetky Splia

sucasti, potrebné k inStalacii a spusteniu (Stcast’ou zariadenia su vsetky sucasti,

zariadenia (ventily, hadicky, vialky atd’.) | potrebné k inStalacii a spusteniu zariadenia

(ventily, hadicky, vialky atd’.))

46.13 Napéjanie pristroja musi zodpovedat Spina

Standardom elektrickej siete v SR, t.j.
230 V a 50/60 Hz.

(Nap4janie pristroja zodpoveda Standardom
elektrickej siete v SR, t.j. 230 V a 50/60 Hz.)

V Bratislave,

dna 26.05.2015

RNDF. Lubominmach
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Trencianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trencine

Studentska 2
911 50 Trencin

Splnenie technickej Specifikacie

Cast’ 11

Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

DoloZka & 24 Difereniny skenovaci kalorimeter

Model: DSC 8500
Poziadavka Splnenie
Polozka ¢. 24: Diferen¢ny skenovaci kalorimeter
ZAKLADNY OPIS
47.1 |Predmetom zékazky je vykonovo Spiiia
kompenzovany diferenény skenovaci (Predmetom zakazky je vykonovo
kalorimeter, tzv. ¢ pravé DSCD, umoziujici kompenzovany diferencny skenovaci
skumanie entalpickej relaxacie a presné kalorimeter, tzv. ¢pravé DSCD,
meranie tepelnych kapacit a entalpickych umoziujici skumanie entalpickej relaxacie
efektov fazovych premien tuhych vzoriek v a presné meranie tepelnych kapacit a
teplotnom rozsahu minimalne od -180 °C do entalpickych efektov fazovych premien
750 °C. tuhych vzoriek v teplotnom rozsahu
minimalne od -180 °C do 750 °C.)
POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
48.1 | Vykon kompenzujuci (power compensation) Spina
kalorimeter s moznost'ou rychleho ohrevu a (Vykon kompenzujici (power
rychleho ochladenia, t.j. s ¢asom ochladenia compensation) kalorimeter s moznost'ou
zo +100 °C na -100 °C pri vhodnom rychleho ohrevu a rychleho ochladenia, t.j.
chladiacom systéme za maximdalne 30 sekund. | s ¢asom ochladenia zo +100 °C na -100 °C
pri vhodnom chladiacom systéme za
maximalne 30 sektnd.)
48.2 |Zariadenie musi byt vybavené funkciou Spiiia

mikrovzorkovania pri extrémnych
skenovacich rychlostiach minimalne
750°C/min.

(Zariadenie je vybavené funkciou
mikrovzorkovania pri extrémnych
skenovacich rychlostiach minimalne
750°C/min.)
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Spina
(vykon kompenzujuci meraci systém
(power compensation) vratane MT-DSC
systému)

48.4

Nezavislé samostatné piecky pre merant a pre
referen¢nu vzorku.

Splia
(Nezavislé samostatné piecky pre merani a
pre referencnu vzorku.)

48.5

Nezavislé samostatné merania teploty a
energie meranej a referencnej vzorky.

Spina
(Nezavislé samostatné merania teploty a
energie meranej a referencnej vzorky.)

48.6

Moznost’ merania teploty a energie vzorky
priamo a nezavisle od referencnej vzorky.

Spina
(Moznost’ merania teploty a energie vzorky
priamo a nezavisle od referencnej vzorky.)

48.7

Dualna digitalna kontrola prietoku nosného
plynu.

Spina
(Duélna digitalna kontrola prietoku
nosného plynu.)

48.8

Teplotny rozsah: od -180 °C do 750 °C.

Spina
(0d-180°C do 750°C)
48.9 | Teplotna presnost: = 0,05 °C. Splna
(£ 0,05°C)
48.10 | Rezim rychleho ohrevu a rychleho chladenia Spina

(Fast heating, Fast cooling).

(Rezim rychleho ohrevu a rychleho
chladenia (Fast heating, Fast cooling))

48.11 | Dynamicky rozsah: + 1300 mW. Spina
(£ 1300 mW)
48.12 | Presnost’ merania: <+0.2%. Spiiia
(<£0.2%)
48.13 | Reprodukovatel'nost’ merania: <=+0.03%. Spina

(< +0.03%)

48.14

Automaticky chladiaci systém pracujuci od -
110 °C na principe Peltierovho ¢lanku.

Spina
(Automaticky chladiaci systém pracujuci

48.15

Vykonny riadiaci DSC manager softvér.

od -110 °C na prin(gpl',ﬁgeltierovho ¢lanku.)
(Stcastou dodavky je vykonny riadiaci
DSC manager softvér.)

48.16

Softvérové vybavenie umoziujlice
vyhodnotenie DSC s nasledovnymi
funkciami: vyhodnocovanie izotermickej
kinetiky, neizotermickej skenovacej kinetiky,
vyhodnocovanie tepelnych kapacit, Cistoty
latok, a Step Scan DSC.

Spina
(Softvérové vybavenie umoziujice
vyhodnotenie DSC s nasledovnymi
funkciami: vyhodnocovanie izotermickej
kinetiky, neizotermickej skenovacej
kinetiky, vyhodnocovanie tepelnych
kapacit, Cistoty latok, a Step Scan DSC.)

48.17

PC pracovna stanica s parametrami a
vykonom na urovni minimalne Pentium IV
alebo ekvivalentny.

Spina
(PC pracovna stanica s parametrami a
vykonom na urovni minimélne Pentium IV
alebo ekvivalentny.)

48.18

LCD Monitor 22".

Spina
(Sucastou dodavky je LCD Monitor 22")
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48.19 | Farebna tlaciaren. Spina
(Stcastou dodavky je farebna tlaciaren)
48.20 | Minimalne 96 pozi¢ny autosampler. Spina
(96 pozi¢ny autosampler)
48.21 | Vysokotlaka piecka s maximalnym Spina
pracovnym tlakom do minimélne 4 MPa. (4,1 MPa)
48.22 | Chladiaci systém s kruhovym chladi¢om Spina

pracujuci minimalne od -20 °C.

(Chladiaci systém s kruhovym chladi¢om
pracujiici minimalne od -20°C.)

48.23

Automaticky chladiaci systém s
dvojstupiovym chladenim pracujici
miniméalne od -70 °C.

Spina
(Automaticky chladiaci systém s
dvojstupniovym chladenim pracujtci
minimalne od -70°C.)

48.24

Automaticky chladiaci systém s
trojstupnovym chladenim pracujici
minimélne od -110 °C.

Spina
(Automaticky chladiaci systém s
trojstupnovym chladenim pracujuci
minimalne od -110°C.)

48.25

Automaticky chladiaci systém pracujuci od -
170 °C s vyuzitim kvapalného dusika.

Spina
(Automaticky chladiaci systém pracujici
od -170°C s vyuzitim kvapalného dusika.)

48.26

Vysokocitlivé automatické ultramikro véhy s
navazkami do 5,0 g a s citlivostou 0,1 ug.

Spina
(Vysokocitlivé automatické ultramikro
vahy s navazkami do 5,0 g a s citlivostou
0,lug.)

V' Bratislave,

dna 26.05.2015

KNUK. LubomWYMacl’i
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Pre:

Trenc¢ianska univerzita Alexandra Dubcdeka v Trencine
Studentska 2

911 50 Trencin

Splnenie technickej Specifikacie
Cast’ II

Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Polozka ¢. 25 Zariadenie na charakterizaciu Struktary latok pomocou
nuklearnej magnetickej rezonancie

Vyrobca: Bruker BioSpin AG
Model: NMR spektrometer AVANCE III HD 600 MHz, Ascend 600
Poziadavka Splnenie

PoloZka ¢. 25:
Zariadenie na charakterizaciu Struktiry latok pomocou nukleirnej magnetickej rezonancie

ZAKLADNY OPIS

49.1 Predmetom zakazky je univerzalny NMR Spiiia
spektrometer na meranie praskovych aj (Predmetom zakazky je univerzalny NMR
kvapalnych vzoriek v Sirokom rozsahu spektrometer na meranie praskovych aj
frekvencii a teplot, pre zakladné aj pokrocilé | kvapalnych vzoriek v Sirokom rozsahu
experimenty v ramci zakladného i frekvencii a teplot, pre zakladné aj
aplikované¢ho vyskumu v najroznejsich pokrocilé experimenty v ramci
vednych oblastiach. zéakladného i aplikovaného vyskumu v

najroznejSich vednych oblastiach.)

49.2 Z tohto dovodu sa kladu extrémne vysoké
naroky na vSetky technické parametre
ovplyviujuce kvalitu merani. Ekonomika
prevadzky, jednoduchost’ a bezpecnost’
obsluhy st d’al$imi doélezitymi prvkami, na
ktoré sa kladie mimoriadny doraz.
Konstrukcia pristroja musi svojou
modularitou umoziovat neskorSie rozsirenia
jeho funkénosti doplnenim d’alSich
radiofrekvencnych kanalov a d’alSieho
prislusenstva.

Spiiia
(Konstrukcia pristroja umoznuje svojou
modularitou neskor$ie rozsirenia jeho
funk¢nosti doplnenim d’alSich
radiofrekvencnych kanalov a d’alSieho
prislusenstva.)

POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
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50.1 Magnet:
50.1.1 | aktivne tieneny supravodivy magnet s Spina
indukciou 14,09 Tesla a s priemerom (aktivne tieneny supravodivy magnet s
vnutorného pracovného priestoru minimalne indukciou 14,09 Tesla a s priemerom
54 mm; vnutorného pracovného priestoru 54 mm)
50.1.2 | automatické meranie hladiny hélia spolu s Spiia
automatickym vystraznym systémom (automatické meranie hladiny hélia spolu
indikujiicim nizku hladinu hélia; s automatickym vystraznym systémom
indikujicim nizku hladinu hélia)
50.1.3 | stabilita magnetického pol'a (drift) lepsia ako Spina
6 Hz/hod; (stabilita magnetického pola (drift) je
lepSia ako 6 Hz/hod.)
50.1.4 |5 G linia magnetu v horizontalnom smere Spina
mensia ako 70 cm od stredu magnetu; (5 G linia magnetu v horizontalnom smere
je menSia ako 70 cm od stredu magnetu)
50.1.5 | odpar kvapalného hélia mensi ako 16 Spina
ml/hod; (odpar kvapalného hélia je mensi ako
16 ml/hod.)
50.1.6 | minimélna doba medzi jednotlivymi Spiiia
dopliovaniami kvapalného hélia dlhsia nez (minimalna doba medzi jednotlivymi
150 dni; dopliiovaniami kvapalného hélia je dlhSia
nez 150 dni)
50.1.7 | odpar kvapalného dusika mensi nez 240 Spina
ml/hod; (odpar kvapalného dusika je mens$i nez
240 ml/hod.)
50.1.8 | systém tlmenia mechanickych vibracii pre Spina
tlmenie vibracii s frekvenciou vysSou ako 3 (systém tlmenia mechanickych vibracii
Hz; pre tlmenie vibracii s frekvenciou vysSou
ako 3 Hz)
50.1.9 |systém tlmenia vonkajsich portiich Spiia
magnetického pol'a s i€¢innost'ou vyssou ako (systém tlmenia vonkajSich portiich
99%; magnetického pola s i€¢innostou vyssou
ako je 99%)
50.1.10 |zariadenie na plnenie kvapalného hélia. Splia
(zariadenie na plnenie kvapalného hélia)
502 Ladiaci systém magnetu / lockovaci kanal:
50.2.1 |systém ladenia magnetu a minimalnym Spina
poctom 36 teplych korekcii; (systém ladenia magnetu s poctom 36
teplych korekcii)
50.2.2 |automatizovany gradientovy ,,shiming" na Spina
ladenie homogenity magnetického pola. (automatizovany gradientovy ,,shiming"
na ladenie homogenity magnetického
pola)
50.3
Radiofrekvencna ¢ast’ spektrometra:
50.3.1 |zariadenie musi obsahovat’ dva nezéavislé Spiia

frekvencni kanaly s moznost'ou plne

(zariadenie obsahuje dva nezavislé
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digitalneho generovania RF pulzov v
rozsahu minimalne (6 - 640) MHz s
premennou amplitidou, fazou a frekvenciou;

frekvencni kanaly s moznost'ou plne

digitalneho generovania RF pulzov v
rozsahu 6 - 640 MHz s premennou
amplitadou, fazou a frekvenciou)

50.3.2 | zariadenie musi umoziiovat’ rozsirenie o Spiiia
dalsie frekvenéné kanaly s rovnakymi (zariadenie umoziuje rozsirenie o d’alSie
parametrami, ako dva predchadzajtce; frekvenéné kanaly s rovnakymi
parametrami, ako dva predchadzajuce)
50.3.3 | zariadenie musi obsahovat’ dva vysoko Spina
linearne zosilnovace: jeden pre frekvenény (zariadenie obsahuje dva vysoko linearne
rozsah (200 - 600) MHz s vykonom zosilnovace: jeden pre frekvenény rozsah
minimalne 300 W ajeden Sirokopasmovy 180 - 600 MHz s vykonom 300 W ajeden
zosilnova¢ pre rozsah (6 - 365) MHz s Sirokopasmovy zosilhova¢ pre rozsah 6 -
vykonom minimalne 500 W; 365 MHz s vykonom 500 W)
50.3.4 | zariadenie musi obsahovat’ tri Spiiia
predzosilniovace: (zariadenie obsahuje tri predzosiliiovace)
50.3.4.1 | (i) selektivny prejadra 1H a 19F; Spina
(selektivny pre jadra 1H a 19F)
50.3.4.2 | (ii) Sirokopasmovy a ;
Splna
50.3.4.3 | (iii) selektivny deutériovy; (Sirokgpfigmovy)
(selektivny deutériovy)
50.3.5 |zariadenie musi byt vybavené vysoko Spina
vykonnym digitalizatorom s digitalnym (zariadenie je vybavené vysoko
prevodnikom pracujiicim v redlnom case s vykonnym digitalizatorom s digitalnym
dynamickym rozsahom lep$im nez 21 bit pri | prevodnikom pracujiucim v redlnom Case s
Sirke spektra 10 kHz. dynamickym rozsahom lep$im nez 21 bit
pri Sirke spektra 10 kHz)
50.4 e .
Riadiaci pocitac a softvér:
50.4.1 |riadiaci poc¢ita¢ na baze PC $tandardu s Spiia
opera¢nym systémom Windows, Linux, (riadiaci pocita¢ na baze PC Standardu s
alebo ekvivalentnym; operaénym systémom Windows)
50.4.2 |minimalne 22 palcovy monitor; Spina
(22 palcovy monitor)
50.4.3 | softvér na riadenie spektrometra umoziujici Spiiia
kompletné riadenie vSetkych funkcii NMR (softvér na riadenie spektrometra
spektrometra, snimanie a spracovavanie umoznujuci kompletné riadenie vSetkych
Standardnych (1-4 dimenzionalnych) NMR | funkcii NMR spektrometra, snimanie a
experimentov a simulaciu viacrozmernych spracovavanie $tandardnych (1-4
NMR spektier; dimenzionalnych) NMR experimentov a
simuldciu viacrozmernych NMR spektier)
50.4.4 |5  klzavych" Gasovo neobmedzenych 3 pi;{a ’
hf:encﬁ ’rlav§pracoyfiv?nle a vyhodnocovanie (5 ,klzavjch" Casovo neobmedzengch
dat na d'alsich pocitacoch. licencii na spracovavanie a
vyhodnocovanie dat na d’alSich
pocitaéoch)
50.5

Ostatné prisluSenstvo k spektrometru:
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50.5.1 | zariadenie na softvérovu i hardvérova Spiiia
kontrolu teploty v rozmedzi od -40 do + 200 (zariadenie na softvérovu i hardvérova
°C; kontrolu teploty v rozmedzi
od -200 do + 400°C)
50.5.2 | gradientovy systém na generovanie Spina
gradientovych pulzov magnetického pola v (gradientovy systém na generovanie
osi z; gradientovych pulzov magnetického pola
vV 051 7)
50.5.3 | zariadenie na rychlu rotaciu vzorku pod 7
magickym uhlom umoziujuce meranie Splia
pevnych latok s vysokym rozliSenim; (zariadenie na rychlu rotaciu vzorku pod
magickym uhlom umoznujiice meranie
50.5.4 | automatické vkladanie a vyberanie (tzv. pevnych latok SS’M@fhk}"m rozliSenim)
inject/eject) vzoriek tuhych latok bez (automatické vkladanie a vyberanie (tzv.
nutnosti manipulacie s meracou sondou. inject/eject) vzoriek tuhych latok bez
nutnosti manipulacie s meracou sondou)
50.6 Meracie sondy:
50.6.1 | Sirokopasmova 5 mm sonda pre Spina
spektroskopiu v kvapalinach s moznostou (Sirokopasmovéa 5 mm sonda pre
detekcie jadier 19F a 31P - 109Ag s 1H spektroskopiu v kvapalinach s moznostou
dekaplingom a detekcie 1H s pulznym detekcie jadier 19F a 31P - 109Ag s 1H
gradientom v osi z a s automatickym dekaplingom a detekcie 1H s pulznym
ladenim (tuning and matching) a softwarovo gradientom v o0si z a s automatickym
riadenym prepinanim jadier, pracujiuca v ladenim (tuning and matching) a
rozsahu teplot -150°C az +150°C. Sonda softwarovo riadenym prepinanim jadier,
musi umoziovat pozorovanie 19F s 1H pracujica v rozsahu teplot -150°C az
dekaplingom a pozorovanie jadier 1H s 19F +150°C. Sonda umoziuje pozorovanie
dekaplingom a meranie dvoj 19F s 1H dekaplingom a pozorovarne
dimenzionalnych 1H/19F korela¢nych jadier 1H s 19F dekaplingom a meranie
spektier s dekaplingom jedného alebo dvoj dimenzionalnych 1H/19F
druhého jadra. Sonda musi spifiat’ miniméalne korelac¢nych spektier s dekaplingom
citlivosti pre vybrané jadra: jedného alebo druhého jadra.
Sonda spifia minimalne citlivosti pre
vybrané jadra:)
50.6.1.1 | 1H citlivost > 900 :1 (0.1% EB vzorka, Spina
200Hz Sum, LB=1 Hz; s=0.23 mm), (1H: citlivost > 900 :1 (0.1% EB vzorka,
200Hz Sum, LB=1 Hz; s=0.23 mm))
50.6.1.2 | 19F citlivost’ > 950:1 (TFT vzorka, s 1H Spina
dekaplingom, 1 ppm Sum, LB=0.5 Hz; (19F: citlivost > 950:1 (TFT vzorka, s 1H
$s=0.38mm), dekaplingom, 1 ppm $um, LB=0.5 Hz;
s=0.38mm))
50.6.1.3 | 31P citlivost’ > 250:1 (TPP vzorka, Sppm Spiiia
Sum; LB=5 Hz; s=0.38mm), (31 P: citlivost > 250:1 (TPP vzorka,
Sppm Sum; LB=5 Hz; s=0.38mm))
50.6.1.4 | 13C citlivost > 415:1 (10% EB vzorka, Spina

Sppm Sum; LB=0.1 Hz; s=0.23mm, 1H
dekapling),

(13C: citlivost’ > 415:1 (10% EB vzorka,
Sppm Sum; LB=0.1 Hz; s=0.23mm, 1H
dekapling))
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50.6.1.5 | 15N citlivost’ > 45:1 (vzorka 90% Spiia
formamidu, 2ppm Sum; LB=0.3 Hz; (I5N: citlivost’ > 45:1 (vzorka 90%
s=0.38mm), formamidu, 2ppm $um; LB=0.3 Hz;
s=0.38mm))
50.6.2 |CP/MAS 3,2 mm sonda pre spektroskopiu v Spiiia
tuhych latok s moznost'ou detekcie jadier (CP/MAS 3,2 mm sonda pre
31P - 15N a 1H dekaplingom pracujiica v spektroskopiu tuhych latok s moznost'ou
rozsahu tepl6t od -30°C do +80°C. detekcie jadier 31P - 15N a 1H
dekaplingom pracujica v rozsahu teplot
od -30°C do +80°C.)
50.7 Siéast’ou dodavky zariadenia musia byt moduly zabezpecujice spol’ahlivi
prevadzku zariadenia:
50.7.1 |vzduchovy kompresor, Spiiia
(Sucastou dodavky je vzduchovy
kompresor,)
50.7.2 | susicka vzduchu, Spiia
(Sucastou dodavky je susicka vzduchu,)
50.7.3 | generator dusika. Spina

(Sucastou dodavky je generator dusika.)

65

V Bratislave, dna 26.05.2015

JrTTSyfiomir Mach
konaiH-
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Pre:
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Studentska 2
911 50 Trendin

Splnenie technickej Specifikacie
Cast II

Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Subor excitaénych pulznych diédovych svetelnych zdrojov
(nanoLED a laserové NanoLED)

Poziadavka

Splnenie

Polozka ¢. 26: Subor excitacnych
pulznych diédovych svetelnych
zdrojov (nanoLED a laserové
NanoLED)

Spifa,

Subor LED a laserovych modulov
od spolo¢nosti HORIBA

s oznacenim NanolLed

ZAKLADNY OPIS PREDMETU

51 ZAKAZKY Spina
Spifa,
LED:
NanoLED-260
Predmetom zakazky je subor NanoLED-300
excitaénych pulznych diédovych NanoLED-330
svetelnych zdrojov (NanoLED a Laserové LED:
laserové NanoLED) pokryvajuci NanoLED-405L
Siroku oblast excitaénych vinovych | NanoLED-415L
dizok potrebnych ku $tudiu Sirokej | NanoLED-440L
Skaly fluorescenénych materialov, | NanoLED-470L
51.1 NanoLED-510L

a Dewarova nadoba (nastavec)
umiestnitelna do kyvetového
priestoru fluorescencnych
spektrometrov na meranie
fluorescenénych charakteristik

materialov pri teplote kvapalného | Spiiia,

dusika (77K). FL-1013

LED diédy musia byt kompatibilné

s existujucim TCSPC pristrojovym

vybavenim spektrometrov

Fluorolog FL3-21 a Fluorocube Spifa,

(Horiba). Pre ten ucel su vyrabané
Dewarova nadoba (nastavec) musi | Spifia,

byt kompatibilna so

Pre ten Gcel je vyrabana
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KVANT,

spektrometrom Fluorolog FL3-21
(dalej len ,subor").
POZADOVANE TECHNICKE
(FUNKCNE A VYKONNOSTNE)
52 PARAMETRE Spifia
Uchadzadom ponukany predmet zakazky musi spifiat nasledovné miniméalne
poziadavky na funkéné a vykonnostné parametre:
Subor NanoLED pulznych
diédovych svetelnych zdrojov pre
pouzitie pri merani doby zhasania | Spiria,
excitovaného stavu technikou NanoLED-260
TCSPC s nominalnou vinovou NanoLED-300
52.1.1 | dizkou 260, 300 a 330 nm. NanoLED-330
Subor NanoLED pulznych
diédovych svetelnych zdrojov pre | Spifia,
pouzitie pri merani doby zhaSania | NanoLED-405L
excitovaného stavu technikou NanoLED-415L
TCSPC s nominalnou vinovou NanoLED-440L
dizkou 405, 415, 440, 470 a 510 NanoLED-470L
52.1.2 nm. NanoLED-510L
Drziak na Dewarovu nadobu spolu
s Dewarovou nadobou na
kvapalny dusik umiestnitefny do
.Kyvetového" priestoru
spektrometra pre meranie
fosforescencie, fluorescencie a
oneskorenej fluorescencie pri
nizkych teplotach (pri teplote Spifa,
52.1.3 kvapalného dusika -192 °C). Drziak FL-1013
52.2 NanoLED: Spiha
Subor pulznych LED didd s Spifa,
nominalnou vinovou dizkou 260, 260 nm £10 nm
300 a 330 nm s toleranciou 300 nm = 10 nm
52.2.1 | vlnovej dizky max. £10 nm. 330 nm £10 nm
Spifa,
Cas trvania pulzu (pulsewidth Dizka pulzu <1,0 ns resp. <1,5 ns
52.2.2 (FWHM)) < 1.5 ns a mene;j.
Spifa,
Pracovna frekvencia: 1 MHz a Nastavitelna v krokoch od 10 kHz
52.2.3 vyssia. az do 1 MHz
Spifa,
LED zabudovana v pozlatenom Pozlateny mosadzny obal,
mosadznom obale s nastavitelna SoSovka pre priame
52.2.4 adjustovatelnou SoSovkou. pripojenie do optického systému
Bajonetovy spésob montovania Spinia,
52.2.5 (priemer bajonetu 35 mm). 35 mm bajonet
Elektrické napojenie: kablom Spinia,
52.2.6 kompatibilné s pripojenim na Kabel su¢astou dodavky,
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hardvér spektrometrov a kompatibilny s ovladacom
kontrolér.
52.3 Laserové NanoLED: Spifia
Spifa,

Subor pulznych laserovych LED NanoLED-405L
diod s nominalnou vinovou dizkou | NanoLED-415L

405, 415,440,470, a 510 nm s NanoLED-440L
toleranciou vinovej dizky max. NanoLED-470L
52.3.1 10 nm. NanoLED-510L
Spiia,
Cas trvania pulzu (pulse width Garantované <200 ps, typicky
52.3.2 (FWHM)) < 200 ps a menej. <100 ps
Pracovna frekvencia: 1 M Hz a Spifa,
52.3.3 vy$sia. Od 10 kHzazdolMHz
Spifa,
Pozlateny mosadzny obal,
LED zabudovana v pozlatenom Nastavitelna kolima¢na SoSovka
mosadznom obale s s vymennymi apreturami pre
52.3.4 adjustovatelnou SoSovkou. formovanie tvaru luca.
Bajonetovy spésob montovania Spifia,
52.3.5 (priemer bajonetu 35 mm). Bajonet 35 mm
Elektrické napojenie kablom,
kompatibilné s pripojenim na Spifa,
hardvér spektrometrov a riadiacu | Kabel su¢astou dodavky,
52.3.6 jednotku. kompatibilny s ovlddatom
Drziak na Dewarovu nadobu spolu
s Dewarovou nadobou na Spina,
52.4 kvapalny dusik: FL-1013

Drziak na Dewarovu nadobu,
Dewarova nadoba s teflénovym
vekom umiestnitelné do
kyvetového priestoru
spektrometrov - kompatibilné s Splia,

pristrojovym vybavenim Konstrukcia vyhovuje
52.4.1 pracoviska. poziadavkam zadania
VSetko prisluSenstvo musi byt
kompatibilné s existujucim TCSPC
pristrojovym vybavenim
laboratéria fluorescenénej

spektroskopie (spektrometre Spifa,
Fluorolog FL3-21 a Fluorocube NL- | PrisluSenstvo je uréené pre
52.5 01-Horiba). pouZitie s uvedenymi pristrojmi

V Bratislave 26. méaja 2015

RNDr. Cubomir Mac
konatel’
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Specifikacie

Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

I'ermoemisny elektronovy rastrovaci mi

Poziadavka

Kroskop s EDX analyzatorom

Splnenie

Polozka €. 27: Termoemisny elektrénovy rastrovaci mikroskop s EDX analyzatorom

ZAKLADNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY

53
Predmetom zakazky je termoemisny
elektronovy rastrovaci mikroskop na baze
termoemisnej volframovej katédy pre pracu
vo vysokom vakuu aj v nizkom vakuu s EDX
detektorom s detekciou sekundarnych a Spina,
odrazenych elektrénov, motorizovanym Mikroskop VEGA 3 SBU od spolo¢nosti
stolikom s od¢&itanim polohy, kamerou na TESCAN
pozorovanie vnutra komory (dalej len EDX analyzator x-act Standard od
53.1 »Zariadenie" alebo len ,Pristroj"). spolo&nosti Oxford Instruments
54 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
Uchadzaom ponukany predmet zakazky
musi spifiat nasledovné minimalne
poziadavky na funk&né a vykonnostné
parametre: Spina
54.1 Mikroskop: Spifa
Musi byt vybaveny EDX analyzatorom pre Spifia,
kvalitativnu a kvantitativhu analyzu v8etkych | EDX analyzator x-act Standard od
54.11 prvkov od Be po Pu. spolo¢nosti Oxford Instruments
Musi pracovat v rezime vysokého vakua aj
nizkeho vakua pri urychlovacom napéti az do | Spina,
54.1.2 30 kV. Rozsah napéati od 200 V do 30 kV
Spina,
Automatické funkcie pre obraz:
zaostrovanie, korekcia astigmatizmu, jas,
Musi mat automatické zaostrovanie a kontrast, rastrovacia rychlost, velkost
54.1.3 nastavenie obrazu. stopy
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Splfa,
Musi pracovat bez nutnosti povlakovania a Prevedenie UniVac pre rezim vysokého aj
54.1.4 chladenia LN2. nizkeho vakua
Sucastou zariadenia musi byt aj hardvérové | Spifia,
a softvérové vybavenia na vyhodnocovanie, | Riadiaci podita¢ s tlagiarfiou v poZzadovanej
54.1.5 zaznam a tla€ nameranych udajov. zostave je suCastou dodavky
54.2 Elektronova optika Spina
Spifia,
Volframova katdda, vymena katddy,
Elektrénové delo: Volframova termoemisna | Cistenie tubusu, clén a elektrod je
katéda, konstrukcia ma umoznovat vymenu | sucastou $kolenia, méze ho vykonavat
54.2.1 katédy uzivatefom bez servisného zasahu. uzivatel sam.
Spifa,
Rozlisenie 3 nm pri 30 kV v rezime
vysokého vakua je demons$trované pocas
akceptacnych testov
Dosiahnutelné rozliSenie nie horsie ako 3
nm. Dosiahnutelné zorné pole aspori do 35 | Zorné pole 40 mm je dosiahnutelné
54.2.2 mm. Bez geometrickych skresleni. pomocou technolégie Wide Field Optics
Spifa,
Urychlujuce napatie najmenej v rozsahu od | 200 V az 30 kV,
54.2.3 1 kV az do 30 kV, nastavitelné spojité. Spojité nastavitelné
Spifa,
54.2.4 Zvazkovy prud do 2 uA. 1 pAaz2uA
Spifia,
Konstrukcia tubusu bez potreby Nieje potrebné centrovanie mikroskopu
mechanického nastavovania prvkov, tubus mechanickymi pohybmi, centrovanie je
54.2.5 kompletne elektronicky ovladany. vykonavané elektronicky
Spinia,
Sosovka IML v tubuse umoziuje
prevadzkovat mikroskop v jednom
Optimalizacia tubusu samostatne pre vysoké | z modov:
rozliSenie, vysoku hibku ostrosti, velké zorné | Resolution-vysoké rozlidenie
pole, zobrazovanie kryStalografickych Depth-vysokéa hibka ostrosti
obrazcov (ECP). 3D zobrazenie povrchu Field a Wide Field - velké zorné pole
54.2.6 vzorky v realnom cCase. Channeling - zobrazenie ECP
54.3 Vakuovy systém Spiha
Spifia,
Vykonna turbomolekularna vyveva bez
Musi byt na béze turbomolekularnej vyvevy |vodného chladenia, predvakuum na baze
54.3.1 a rotacnej vyvevy. rotanej olejovej vyvevy
Spliia,
Prevedenie Univac,
Vysoké vakuum 9 x 10™ Pa, pri dlhSom
¢erpani dosiahnutelné lepsie ako 5 x 10™
Pa
Pozadované vysoké vakuum - lepSie ako 9 x
10" Pa. Nizke vakuum v rozsahu tlakov Nizke vakuum delené na dva podrozsahy:
54.3.2 minimalne 3 az 500 Pa. 3 az 150 Pa a 3 az 500 Pa
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Splna,
54.3.3 Cerpaci as po vymene vzorky do 3 minut. Pri vakuovo kompatibilnych vzorkach
Z dévodov predizenia Zivotnosti katédy bude
zavzdu$iovanie komory suchym plynom bez | Spifia,
54.3.4 obsahu kyslika (napr. technicky dusik). Moznost zavzdusiiovania plynom
54.4 Drziak vzoriek Spifia
Eucentricky, minimalne 3 motorizované Spina,
pohyby (X, Y, rotacia), definovany Osi X, Y a rotacia motorizované na baze
suradnicovy systém s moznostou uloZenia a | piezo stolika, systém detekcie polohy na
spatného vyvolania polohy. Moznost baze kapacitnych senzorov s definovanim
relativneho posunu o definovanu sUradnicového systému pre ukladanie
54.4 .1 vzdialenost. poldh a ich spatného vyvolania.
Minimalny rozsah pohybu: v osi X =30 mm,
Y =30 mm a spojita rotacia 360°; v osi Z = 25 | Spifia,
54.4.2 mm, naklon az do +70°. X: 35 mm, Y: 35 mm, Z: 27 mm, naklon 90°
Opakovatelnost nastavenia polohy nie Spifa,
54.4.3 horSia ako 1 pm. Opakovatelnost 1 pm
54.5 Detektory Spifia
Detektor sekundarnych elektrénov (SE) bude
54.51 na baze Everhart-Thornley (YAG krystal). Spifa,
Vysuvatelny kruhovy detektor odrazenych
elektrénov bude na baze scintilacného Spifa,
krystalu s vysokym rozliSenim atémového YAG krystal s fotonasobi¢om, rozliSenie
54.5.2 ¢isla (0.1). 0,1Z
Pozaduje sa moznost zmeny polohy Spifa,
detektora za chodu obrazu tak, aby bolo Moznost plynulej zmeny polohy:
mozné optimalizovat zobrazenie koncentricky na objektive pre materialovy
materialového kontrastu alebo na kontrast alebo vysunutie na stranu pre
54.5.3 topografie. topografiu
IC TV kamera pre pozorovanie komory pogas
5454 navadzania vzorky pod vakuom. Spifia
Detektor EDX, rozliSenie nie horSie ako 129 Spifa,
eV, rozsah detekcie prvkov Be-Pu, aktivna x-act Standard od Oxford Instruments
5455 plocha minimalne 10 mm?®. 129 eV, detekcia Be - Pu, plocha 10 mm?
Spifa,
Technoldgia SSD vystaci
Systém bude bez chladenia tekutym s termoelektrickym chladenim bez
54.5.6 dusikom. nutnosti dusika
Pozadované analyzy vzorky: v bode, pozdiz Spifa,
¢iary a na ploche. Mapovanie. Kvantitativha | Pomocou riadiaceho softvéru k detektoru
54.5.7 analyza. EDX
54.6 Automatizované operacie Spina
Optimalizacia IG¢a na zaklade zabudovaného | Spifia,
54.6.1 fyzikalneho modelu. Technolégia In Flight BEam Tracing
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Optimalizacia velkosti stopy, automatické
zaostrovanie, korekcia astigmatizmu, justaz
tubusu a elektronového dela, optimalizacia
kontrastu a jasu, rastrovacej rychlosti,
samodiagnostika pristroja. Automatické
vedenie prevadzkového dennika a moznost
54.6.2 vzdialenej diagnostiky systému. Spina
54.7 Pozadované softvérové nastroje Spina
Meranie rozmerov Castic, meranie uhlov, Splna,
54.7.1 pléch, kruznic a pod. Modul measurement
Nastroje na spracovanie obrazu - zakladné Splna,
54.7.2 korekcie: kontrast, jas, ostrost a pod. Modul Image processing
Moznost 3D zobrazenia anaglyfického
pohfadu na realnu topografiu vzorky v Splna,
54.7.3 realnom Case, pozorovanie aj v rezime SE. Technolégia 3D Beam
Navadzaci modul umoznujuci skalibrovat
mikroskop podla obrazu z optického
mikroskopu, resp. makrofotografie a
nasledne navadzat manipulator vzorky podla | Spifia,
54.7.4 tohto obrazu. Modul Pozicionér
54.8 Instalacné poziadavky Spina
Splna,
Napajanie: moznost napajat z jednej fazy, Jedna faza 1300 VA,
54.8.1 bez potreby vodného chladenia. Bez vodného chladenia
Sucastou zariadenia musi byt nasledovné
54.9 prislusenstvo: Spifia
Splna,
54.9.1 asponl 5 ks nahradnych katod, Sucastou zakladného balika
Splna,
54.9.2 20 drziakov vzoriek s priemerom cca 12 mm, | Suéastou zakladného balika
Spina
54.9.3 100 ks vodivych lepiacich tercikov, Sucastou zakladného balika
sada naradia na uzivatelsku udrzbu (pinzety,
skrutkovace, pripravky na vymenu katod, Spifia
54.9.4 clén a pod.). Sucastou zakladného balika

V Bratislave 26. maja 2015

RNDr. Cubomir Mach

konatel’
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Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Autoemisny rastrovaci elektréonovy mikroskop s prvkovym analyzatorom

Poziadavka Splnenie

Polozka ¢. 28: Autoemisny rastrovaci elektronovy mikroskop s prvkovym analyzatorom

55 ZAKLADNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Predmetom zakazky je autoemisny
rastrovaci elektrénovy mikroskop na
baze autoemisnej Schottkyho katddy
ur¢eny na Studium morfolégie a

chemického zlozenia gumy, plastov, Spitia
polymérov keramik a metalografickych SEM: MIRA 3 XMU od spolo&nosti TESCAN
vzoriek az do nanorozmerovej oblasti EDX: x-max 50 Standard od Oxford
(dalej len ,Zariadenie" alebo len Instruments
55.1 »Pristroj"). S prislu§enstvom
56 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

Uchadzagom ponutkany predmet zakazky musi spifiat nasledovné minimalne
poziadavky na funkéné a vykonnostné parametre:

56.1 Elektrénova optika Spina
56.1.1 Dosiahnutelné rozliSenie pri 3 kV: Spitia
Spifa,
56.1.1.1 | vysoké vakuum: 2,0 nm, Detektor SE v tubuse mikroskopu
Spitia
56.1.1.2 | nizke vakuum: 3 nm. Detektor LVSTD - pre nizke vakuum
56.1.2 Dosiahnutelné rozliSenie pri 30 kV: Spitia
Vysoké vakuum 1,0 nm (detektor SE v Spifa,
56.1.2.1 |tubuse), Detektor SE v tubuse mikroskopu
Spifa,
56.1.2.2 | vysoké vakuum: 1,2 nm, Detektor SE v komore mikroskopu
Spifa,
Detektor BSE. Moznost dosiahnut 1,5 nm
56.1.2.3 | nizke vakuum: 2 nm. pomocou detektora LVSTD
Rozsah zvacseni bude: Ix az 1.000.000X, Spiha,
56.1.3 spojité. Merané pri vyslednom obraze na obrazovke
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Systém znizovania dopadovej energie
elektrénov na vzorku, pre energie uz od

Spina
Systém BDT umozZriuje znizovat dopadovu
energiu elektronov na vzorku nalozenim

56.1.4 50 eV. brzdného potencialu
Spina,
Dosiahnutefné zorné pole az 100 mm bez | 100 mm, Technoldgia Wide Field Optics to
56.1.5 geometrickych skresleni. umoznuje
Spina,
Rozsah urychlujuceho napatia: 200V az 200 V - 30 kV, resp. pri znizeni dopadovej
56.1.6 30 kV. energie uz od 50 V
Splna,
Mikroskop neobsahuje prvky na mechanické
Kompletne elektronické nastavovanie a centrovanie, ktoré by mal obsluhovat
centrovanie tubusu bez nutnosti uzivatel. Centrovanie tubusu a dela sa
56.1.7 mechanického centrovania uzivatelom. vykonava elektronicky.
Moznost plynulého nastavenia Spifa,
56.1.8 zvazkového prudu az do 200 nA. Od 2 pA do 200 nA
Moznost snimania velkoformatovych
snimok az do rozmerov minimalne 32 Splfa,
56.1.9 Mpix bez nutnosti posunu vzorky. AZzdo256MPix
Spifia,
Vysoka rychlost pre vzorky, ktoré sa
Rastrovacia rychlost: 20 ns az 10 ms na nabijaju, nizka rychlost pre akumulaciu
56.1.10 |jeden bod. obrazu pri slabom signali
Dynamické preostrovanie s korekciou Spina
56.1.11 naklonu vzorky do uhla 70°. SW modul Dynamic Focus
Spina,
MozZnost zmeny polohy, velkosti
56.1.12 | Zaostrovacie okno. a rastrovacej rychlosti
56.1.13 | Elektronicky posun a rotacia obrazu. Spina
Elektronicka optimalizacia parametrov Spina
56.1.14 lu€a pre rézne maody: Umoznuje to technoldégia Wide Field Optics
dosiahnutie maximalneho rozliSenia Spina
56.1.14.1 | podla $pecifikacie vy$sie, Mo6d Resolution
Spina
56.1.14.2 | dosiahnutie vysokej hibky ostrosti, Mod Depth
moznost dosiahnut velké zorné pole
aspori 100 mm, moznost pozorovat a
zobrazovat' kryStalografické obrazce Splfia,
56.1.14.3 | (ECP). Médy Field, Wide Field a méd Channeling
Moznost zivého 3D zobrazenia skutoCnej
topografie vzorky v reZime SE aj BSE v
realnom &ase do zva&seni min. 3000 x, Spina,
56.1.15 bez nutnosti naklanania vzorky. Umoznuje to 3D Beam Technology
Kompletne suché vakuum bez pouZzitia Spifia,
56.1.16 | vyvev s olejovym Cerpacim médiom. Cerpanie pomocou vykonnej vzduchom
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chladenej turbomolekularnej vyvevy
s predvakuom na baze bezolejovej scroll
vyvevy
MoZnost prace v rezime vysokého vakua
v rade 10™ Pa ako aj v rezime nizkeho
vakua v rozsahu min. 7 - 500 Pa pre Spifia,
pozorovanie nevodivych vzoriek bez Rezim vysokého vakua: 9xI0™Pa, pri dlhSom
56.1.17 pokovenia. Cerpani dosiahnutelné vakuum az 5 x 10™ Pa
Spifia
Mikroskop dosiahne pracovné podmienky
Dosiahnutie pracovného tlaku do 3 min. | uZ do 3 minut. Plati pre vakuovo
56.1.18 |od vymeny vzorky. kompatibilné vzorky
Spifa
PIne motorizovanych 5 osi: X, Y, Z, rotacia
56.2 Manipulator na vzorku a komora: a naklon.
Spiia,
moznost umiestnit 7 vzoriek s priemerom | Pomocou Standardného drziaku. MozZnost
56.2.1 12 mm sucasne, uchytavania aj inych tvarov vzoriek
integrovana faradayova sonda na Spina,
56.2.2 meranie zvazkového pruadu, Dve sondy na drziaku
Spiia,
56.2.3 rozsah posuvov min. 130 x 130 mm, 130 mm x 130 mm
Spifa,
56.2.4 kontinualna nekoneéna rotacia, Motorizovana rotacia s pamatou
Spiia,
56.2.5 naklon az do 90° vocéi vodorovnej rovine, | Rozsah naklonu -30° az +90°
velka komora s rozmermi min. 280 x 340 Spiﬁa,
56.2.6 mm, 285 mm x 340 mm
Spiia,
Predné dvere sa otvaraju nabok, Moznost otvorit celu prednu stenu pre lepSi
56.2.7 umoziuju pristup do celej komory, pristup do komory
Spiia,
Systém Halcyonics pre aktivne timenie
Systém elektronického timenia vibracii vibracii riadené elektronikou, zabudované
56.2.8 zabudovany v rame mikroskopu. priamo v rame mikroskopu
56.3 Detektory: Spifa
detektor sekundarnych elektrénov v Spifa
56.3.1 komore, Everhart-Thornley s YAG kryStalom
detektor sekundarnych elektrénov v Spina,
56.3.2 tubuse, In-Beam detektor SE prevysoké rozliSenie
Spifa,
detektor odrazenych elektronov na baze | Scintilatny detektor s YAG krystalom,
YAG krystalu, rozliSenie atémového &isla | vysuvatelny: koncentricky na objektiv pre
0.1 Z, moznost radialnej zmeny polohy materialovy kontrast, alebo plynulo
56.3.3 detektora, vysuvatelny na stranu pre topografiu
detektor odrazenych elektrénov v Spifa
56.3.4 tubuse, Detektor In-Beam BSE
detektor sekundarnych elektrénov pre Spiia,
56.3.5 rezim nizkeho vakua, Detektor LVSTD
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moznost pozorovat obraz z oboch

detektorov su€asne, mieSat obrazy z Spiﬁa,
56.3.6 detektorov, MieSanie v realnom Case
zabudovana kamera na pozorovanie Spifia,
vnutra komory aj po€as prevadzky IC kamera, ktora méze pracovat aj potas
56.3.7 SE/BSE detektorov, prevadzky detektorov SE a BSE
Splia,
56.3.8 meranie absorbovaného pradu vzorkou. | Zabudovany pA meter
Spifia
x-Max 50 od Oxford Instruments
56.4 Energiovo disperzny analyzator SW: AztecEnergy advanced

EDX analyzator - prvkova analyza od
56.4.1 berilia (Be) po pluténium (Pu), Spifa

56.4.2 Minimalne poziadavky: Spifia

detektor typu SDD (kremikovy driftovy
detektor), bez potreby chladenia

56.4.2.1 | kvapalnym dusikom, Spifa

56.4.2.2 | rozlisenie Mn Ka 127 eV alebo lepSie, Spifa
aktivna detekéna plocha minimalne 50 Splia,

56.4.2.3 | mm®, 50 mm’
kvalitativna analyza aj kvantitativna Spifa

56.4.2.4 | analyza, SW: AztecEnergy advanced
bodova analyza, analyza pozdiz &iary a Spifa

56.4.2.5 | mapovanie, SW: AztecEnergy advanced

priama komunikacia ovladacej jednotky
sondy s mikroskopom a automatické

odovzdavanie parametrov luca Spifia,
56.4.2.6 | mikroskopom EDX sonde. Prepojenie systémov pomocou TCP IP
56.5 Softvér Spifia
Musi poskytovat nasledovné Splia,
56.5.1 automatizované funkcie: Softvér Mira TC
Splia,
56.5.1.1 | bezpecné zavzdusnenie a Cerpanie, Automaticka prevadzka
automaticky nabeh a odpajanie Spifia,
56.5.1.2 | elektronového dela, Plus: moznost chranit funkciu heslom
optimalizacia parametrov zvazku -
spojité nastavenie velkosti stopy a Spifia,
56.5.1.3 | zvdzkového prudu, Technoldgia In Flight Beam Tracing
Splia,
56.5.1.4 | zaostrovanie a stigmatory, Manualne aj automaticky
rastrovacia rychlost’ pre optimalizaciu Splia,
56.5.1.5 | odstupu signal/Sum, Manuélne aj automaticky
Splia,
56.5.1.6 | centrovanie elektronového dela, Manualne aj automaticky
Splia,
56.5.1.7 | centrovanie elektrénového stipca, Manualne aj automaticky
Splia,

56.5.1.8 | kompenzacia urychlujuceho napatia, Automaticky
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Softvér na automatizovanu 3D
rekons$trukciu redlnej topografie vzorky v
rezime SE (detektor sekundarnych
elektrénov) aj BSE (detektor spatne
odrazenych elektréonov) metdédou
naklafnania elektrénového luca s
moznostou merania vo vSetkych troch
rozmeroch, s vyhodnotenim dizok, Splfa,
56.5.2 objemov, drsnosti. Softvér MeX od spolocnosti Alicona
Sucastou je softvérovy modul pre rychlu
navigaciu velkych vzoriek pomocou
obrazovej predlohy a/alebo tabulky Spina
56.5.3 pozicii pomocou motorizovaného stolika. | Modul positioner
56.6 Diagnostika: Spina
Splna,
56.6.1 samodiagnostika mikroskopu, Pri kazdom spusteni, resp. zmene uzivatela
Splfa,
automatické vedenie prevadzkového Plus moznost ich jednoduchého odoslania
56.6.2 dennika /log. suboru/, servisnému stredisku
vzdialena diagnostika servisnym Spifia,
56.6.3 strediskom. Pokialje pocita€ pripojeny na internet
56.7 Prislugenstvo: Spina
56.7.1 Zariadenie na povlakovanie vzoriek: Spina
Spina,
Kombinované, naparovanie uhlika a Kombinovana povlakovacka SC 7620 mini
56.7.1.1 | napraSovanie vzacnych kovov. od QuorumTech
Spina,
56.7.2 Vzorka: test rozliSenia zlato na uhliku. RozliSovaci test su€astou dodavky
Splna,
Vzorka so sadou kalibraénych mriezok
Standard na kalibraciu merania s definovanymi rozmermi pre overenie
56.7.3 rozmerov. zvacsSenia mikroskopu

V Bratislave 26. méaja 2015

RNDr. Cubomir I
konatel’
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Splnenie technickej Specifikacie

Cast 11

Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov.

FTIR spektrometer s FT- Raman modulom

Poziadavka

Splnenie

Polozka €. 29: FTIR spektrometer s FT- Raman modulom

1

ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je infraerveny
spektrometer s fourierovskou transformaciou
s FT - Ramanovym modulom a s
prislusenstvom pre kvalitativnu a
kvantitativhu charakterizaciu vzoriek.
Variabilita a komplexnost Studovanych
materidlov predpoklada vyuzitie analyzy
vzoriek transmisnou technikou, metédou
zoslabeného uUplného odrazu na odraz
(Attenuated total reflectance dalej len ATR)
(dalej len ,Zariadenie" alebo len ,Pristroj").

Predmetom zakazky je infraerveny
spektrometer s fourierovskou
transformaciou s FT - Ramanovym
modulom a s prisluSenstvom pre
kvalitativhu a kvantitativnu
charakterizaciu vzoriek Nicolet iS50
FTIR Advanced KBr Gold Spectrometer
od spolo€nosti Thermo

2| POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
Uchadzadom ponukany predmet zakazky musi spifiat nasledovné minimalne poziadavky
na funkéné a vykonnostné parametre:
Zariadenie musi spinat nasledovné funkéné charakteristiky:
Spektralny rozsah infraerveného
Spektralny rozsah infraerveného spektrometra v rozsahu strednej
spektrometra musi byt v rozsahu strednej infracervenej oblasti (dalej ,MIR")
infracervenej oblasti (dalej ,MIR") blizkej blizkej infratervenej (dalej "NIR") s
infracervenej (dalej "NIR") s moZnostou moznostou roz8irenia do dalekej
rozSirenia do dalekej infraCervenej oblasti infracervenej oblasti (FalR) az na
(FalR) az na multirozsahové zariadenie so multirozsahové zariadenie so
spektralnou oblastou minimalne 27 000 az 20 | spektralnou oblastou 27 000 az 20 cm-
2.1/ cm-1. 1.
MozZnost dobudovania automatickej vymeny MozZnost dobudovania automatickej
deli¢ov lu¢a s moznostou vymeny deli€a lu¢a | vymeny deliCov lu€a s moznostou
2.2 | maximalne do 30 sekund. vymeny deli¢a lu¢a do 30 sekund.
Opticky systém spektrometra bude vybaveny | Opticky systém spektrometra vybaveny
2.3 | pozlatenymi zrkadlami. pozlatenymi zrkadlami.
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Vnutorna inteligencia s nepretrzitou
dynamickou optimalizaciou (diagnostikou)
optickej lavice a vSetkych komponentov
celého systému s automatickou diagnostikou
pouzitého prisluSenstva, ako aj nastavenim
optickej lavice pre jednotlivé poZzadované
nastavce pre vzorkovy priestor (napr. ATR
technika, transmisné merania), vratane
integrovanych validaénych Standardov.
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Vnutornd inteligencia s nepretrzitou
dynamickou optimalizaciou
(diagnostikou) optickej lavice a
v8etkych komponentov celého systému
s automatickou diagnostikou pouzitého
prisluSenstva, ako aj nastavenim
optickej lavice pre jednotlivé
pozadované néastavce pre vzorkovy
priestor (napr. ATR technika,
transmisné merania), vratane
integrovanych validaénych Standardov.

2.5

MoZnost prace s Ramanovym modulom
infralerveného spektrometra, pripadné
spojenie FTIR mikroskopom alebo spojenie s
plynovym chromatografom a plna softvérova
kompatibilita s oboma zariadeniami.

MoZnost prace s Ramanovym
modulom infragerveného
spektrometra, pripadné spojenie FTIR
mikroskopom alebo spojenie s
plynovym chromatografom a plna
softvérova kompatibilita s oboma
zariadeniami.

2.6

Moznost merania, spracovania a
vyhodnocovania spektier a bezproblémové
spracovanie spektier typu .spa, .spg. alebo
ekvivalentné.

Moznost merania, spracovania a
vyhodnocovania spektier a
bezproblémové spracovanie spektier

typu .spa, .spg.

2.7

Ovladacie prvky spektrometra - tlacidla pre
jednoduché spustenie merania na vSetkych
prislusenstvach, stlaenie ovladacieho prvku
musi zaznamenat aj prisluSnd zmenu
nastavenia spektrometra vratane
automatickej vymeny deli¢a lu¢a zmenu
nastavenia spektrometra vratane
automatickej vymeny deli¢a luca.

Ovladacie prvky spektrometra - tlagidla
pre jednoduché spustenie merania na
v8etkych prisluSenstvach, stlaenie
ovladacieho prvku zaznamenava aj
prislusni zmenu nastavenia
spektrometra vratane automatickej
vymeny deli€a lu€a zmenu nastavenia
spektrometra vratane automatickej
vymeny deli¢a Iuc¢a.

Infraéerveny spektrometer

2.8

Minimalny pozadovany spektralny rozsah 12
500-380 cm-1.

Spektralny rozsah 12 500-380 cm-1.

2.9

Zdroj Ziarenia pre strednu IR oblast vzduchom
chladeny keramicky zdroj napr. Polaris s
prediZenou Zivotnostou alebo ekvivalent.

Zdroj ziarenia pre strednu IR oblast
vzduchom chladeny keramicky zdroj
napr. Polaris s predizenou Zivotnostou.

2.10

Zdroj Ziarenia bieleho svetla: Tungsten
Halogén pre NIR.

Zdroj Ziarenia bieleho svetla: Tungsten
Halogén pre NIR.

Spektralne rozlisenie minimalne 0,09 cm-1.

Spektralne rozlisenie 0,09 cm-1.

2.12

Linearna rychlost merania minimalne v
rozsahu 0,16-6,25 cm.s-1.

Linearna rychlost merania v rozsahu
0,16-6,25 cm.s-1.

2.13

VInoc¢tova presnost minimalne 0.01 cm -1.

VInoc¢tova presnost 0.01cm -1.

2.14

S/N Sum (pre sken 1 min), 4 cm-1: 55 000:1.

S/N 8um (pre sken 1 min), 4 cm-1: 55
000:1.
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2.15

S/N (pre sken 5 sekund), 4 cm-1:13 000:1.

S/N (pre sken 5 sekund), 4 cm-1:13
000:1.

2.16

Linearita : Minimalne 0,07%T.

Linearita : 0,07%T.

2.17

Detektory: DLaTGS (deuterovany L-alanin
dopovany triglicinsulfatom).

Detektory: DLaTGS (deuterovany L-
alanin dopovany triglicinsulfatom).

2.18

Deli¢e Iu¢a: KBr alebo ekvivalent a CaF2 alebo
ekvivalent.

Deli¢e lu¢a: KBr a CaF2.

2.19

Zariadenie musi byt vybavené pozlatenym
prevedenim zrkadiel s presnostou ich
nastavenia minimalne +0,2 nm.

Zariadenie je vybavené pozlatenym
prevedenim zrkadiel s presnostou ich
nastavenia +0,2 nm.

2.20

Zariadenie musi byt vybavené integrovanym
validaénym kolieskom so Standardom pre
overenie funk&nosti zariadenia.

Zariadenie je vybavené integrovanym
validaénym kolieskom so Standardom
pre overenie funkénosti zariadenia.

2.21

Zariadenie bude v prevedeni uzatvorenej a
suSenej optiky s moznostou prefukovania
inertnym plynom resp. suSenym vzduchom.

Zariadenie v prevedeni uzatvorenej a
suSenej optiky s moznostou
prefukovania inertnym plynom resp.
suSenym vzduchom.

2.22

MozZnost rozSirenia o dvojkanalovy
experiment, technika s fazovou modulaciou
Ziarenia, resp. s modulaciou amplitudy
Ziarenia.

MozZnost roz8irenia o dvojkanalovy
experiment, technika s fazovou
modulaciou ziarenia, resp. s
modulaciou amplitudy Ziarenia.

2.23

Modul ATR s diamantovym kryStalom musi byt
integrovany v spektrometri, aby vzorkovy
priestor umozfoval pracovat' s inymi
technikami vzorkovania ako napr. difizna
reflektancia, transmisné merania alebo
Ramanov modul bez potreby fyzickej vymeny
,nastavca", len jednoduchym presmerovanim
lu€a. Zabudované ATR vybavené vilastnym
DLaTGS detektorom alebo ekvivalentnym.

Modul ATR s diamantovym kryStalom
je integrovany v spektrometri, aby
vzorkovy priestor umozfioval pracovat
s inymi technikami vzorkovania ako
napr. difizna reflektancia, transmisné
merania alebo Ramanov modul bez
potreby fyzickej vymeny ,néstavca",
len jednoduchym presmerovanim luca.
Zabudované ATR vybavené vlastnym
DLaTGS detektorom.

2.24

Ramanov modul pre vzorkovy priestor
spektrometra: bude uzivatelsky vymenitelny
za iny ,nastavec pre vzorkovy priestor" ,musi
pracovat s laserom 1064 nm, intenzita lasera
nastavitelna na minimalne 450W, laser
minimalne 1. bezpelnostnej triedy, velkost
laserového spotu maximalne do 60 nm a
rozliSenim minimalne 5 nm.

Ramanov modul pre vzorkovy priestor
spektrometra: je uzivatelsky
vymenitefny za iny ,nastavec pre
vzorkovy priestor",pracuje s laserom
1064 nm, intenzita lasera nastavitelna
na 450W, laser 1. bezpe€nostnej triedy,
velkost laserového spotu do 60 nm a
rozliSenim 5 nm.

2.25

Zariadenie bude vybavené nasledujucim
prisluS§enstvom:

Zariadenie je vybavené nasledujucim
prisluSenstvom:

2.251

technolégiou vybavenou automatickym
rozpoznavanim nastavcov, ich
reprodukovatelnym osadenim pomocou
technolégie pripnutia na mieste,

technoldgia vybavena automatickym
rozpoznavanim nastavcov, ich
reprodukovatelnym osadenim
pomocou technoldgie pripnutia na
mieste,
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nastavcom pre potreby transmisnych merani
KBr tabliet aj v kyvetach,

nastavcom pre potreby transmisnych
merani KBr tabliet aj v kyvetach,

2.25.3

kompletnym prisluSenstvom pre pripravu KBr
tabliet (13 mm) vratane formy a
hydraulického lisu.

kompletnym prisluSenstvom pre
pripravu KBr tabliet (13 mm) vratane
formy a hydraulického lisu.

2.26

Programové vybavenie:

Programové vybavenie:

2.26.1

Standardné programové vybavenie pre
riadenie a kontrolu spektrometra a
mikroskopu jednym programom s tzv ,bench
diagnostikou" (kontrola zdroja IC Ziarenia,
laseru, napajania, detektora a elektroniky) pre
vSetky Casti.

Standardné programové vybavenie pre
riadenie a kontrolu spektrometra a
mikroskopu jednym programom s tzv
,bench diagnostikou" (kontrola zdroja
IC Ziarenia, laseru, napajania, detektora
a elektroniky) pre vSetky Casti.

2.26.2

Softvér musi umoznovat bezproblémové
Citanie, spracovanie a vyhodnocovanie
spektier nameranych u obstaravatela na v
sucasnosti pouzivanom zariadeni, typ spektier:
*spa, .spg.

Softvér umoznuje bezproblémové
¢itanie, spracovanie a vyhodnocovanie
spektier nameranych u obstaravatela
na v sucasnosti pouzivanom zariadeni,
typ spektier: .spa, .spg.

2.26.3

Moznost realizacie inych operacii v priebehu
merania, zobrazenie viacerych spektier v
jednom okne - nad sebou resp. prekrytie,
interaktivna zmena rozsahu zobrazenia, popis
pasov.

Moznost realizacie inych operacii v
priebehu merania, zobrazenie
viacerych spektier v jednom okne - nad
sebou resp. prekrytie, interaktivna
zmena rozsahu zobrazenia, popis
pasov.

2.26.4

Ovladanie videokamery mikroskopu pre
kvalitativne vyhodnocovanie, bez potreby
prepinania medzi viditelnym a IR zobrazenim.

Ovladanie videokamery mikroskopu
pre kvalitativne vyhodnocovanie, bez
potreby prepinania medzi viditefnym a
IR zobrazenim.

2.26.5

Moznost tvorby uzivatelskych matematickych
operacii, automaticku alebo interaktivnu
korekciu zakladnej linie, vyhladzovanie
spektier, meranie vySky a plochy pasu a
vypocet ich parametrov. Pouzitie technik
jednoduchého Lambert-Beerovho zakona, CLS
(metdéda najmensich Stvorcov), SMLR
(postupna viacnasobna linearna analyza) PLS
(parcialna metéda najmensSich Stvorcov) a PCR
(regresia hlavnych zloziek).

Moznost tvorby uzivatel'skych
matematickych operacii, automaticku
alebo interaktivnu korekciu zakladnej
linie, vyhladzovanie spektier, meranie
vysSky a plochy pasu a vypocet ich
parametrov. Pouzitie technik
jednoduchého Lambert-Beerovho
zakona, CLS (metdda najmenSich
Stvorcov), SMLR (postupna
viacnasobna linearna analyza) PLS
(parcialna metéda najmensich
Stvorcov) a PCR (regresia hlavnych
zloziek).

2.26.6

Moznost kontroly kvality ( QC) pre verifikaciu
nameraného spektra voCi jednému, resp.
viacerym spektram Standardov pre potreby
QA ( zabezpecenie kvality) a QC (kontrola
kvality).

Moznost kontroly kvality ( QC) pre
verifikaciu nameraného spektra vo i
jednému, resp. viacerym spektram
Standardov pre potreby QA (
zabezpecenie kvality) a QC (kontrola
kvality).

2.26.7

Moznost korekcie a konverzie dat - ATR
(pokrocila ATR korekcia), Kubelka Munk,

Moznost korekcie a konverzie dat -
ATR (pokrocila ATR korekcia), Kubelka
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Kramer's Kronigova funkcia, korekcia vody a Munk, Kramer's Kronigova funkcia,
oxidu uhlicitého. korekcia vody a oxidu uhligitého.
Databazy FTIR spektier s minimalnym Databazy FTIR spektier s obsahom 20
obsahom 20 000 spektier vhodnych pre 000 spektier vhodnych pre forenznu
forenznu analyzu, ako aj Ramanovych spektier | analyzu, ako aj Ramanovych spektier S
2.26.8 | minimalne 14 000 spektier. POCTOM 14 000 spektier.
Softvér umoziuje automaticky a rychly
Softvér bude umozrovat automaticky a rychly | rozklad spektier s rychlou pracou so
rozklad spektier s rychlou pracou so véetkymi | vSetkymi dostupnymi kniZznicami
dostupnymi kniznicami uzivatela pre rychlu uzivatela pre rychlu identifikaciu
2.26.9 | identifikaciu vzoriek. vzoriek.
Softvér musi byt plne kompatibilny pre Softvér je plne kompatibilny pre
2.26.10 | ovladanie vSetkych sucasti zariadenia. ovladanie vSetkych sucasti zariadenia.
2.27 | Datastanica Datastanica
Datastanica bude s dostatonym vykonom pre | Datastanica s dostatoénym vykonom
plynult a plnohodnotnu pracu s pristrojom pre plynuld a plnohodnotnu pracu s
(ovladanie, meranie, vyhodnocovanie, pristrojom (ovladanie, meranie,
reportovanie, tla¢ reportov a zalohovanie na vyhodnocovanie, reportovanie, tla¢
2.27.1| DVD-RW). reportov a zalohovanie na DVD-RW).

V Bratislave 26.5.2015

RNDr. Cubomir Mac

konatel’
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Rontgenfluorescenény energodisperzny spektrometer pre meranie tuhych a kvapalnych

Splnenie technickej Specifikacie

Cast’ 11

Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov.

vzoriek

Poziadavka

Splnenie

Polozka ¢. 30: Réntgenfluorescenény energodisperzny spektrometer pre meranie tuhych a
kvapalnych vzoriek

1

ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je rontgenfluorescencny
energodisperzny spektrometer uréeny na
elementarnu charakterizaciu kvapalnych,
tuhych vzoriek, vzoriek olejov, roztokov
odpadov bez akejkolvek upravy. Jednym
meranim sa zistia vSetky elementy pritomné vo
vzorke, s moznostou kvantifikacie aj bez
pouzitia Standardov (dalej len ,Zariadenie"
alebo len ,Pristroj").

Predmetom zakazky je
réntgenfluorescenény energodisperzny
spektrometer EDX-7000 od spoloc¢nosti
Shimadzu.

POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

Uchadzadom ponukany predmet zakazky musi spifiat nasledovné minimalne poziadavky

na funkéné a vykonnostné parametre:

Zariadenie musi spifat nasledovné funk&né charakteristiky:

2.1| Rozsah merania Na - U. Rozsah merania Na - U.
2.2 | Generator: Generator:

2.2.1| Rhter¢. Rh ter¢.

2.2.2 | Minimalne 4-50kV. 4kv - 50kV.

2.2.3 | Minimalne 1-1000uA. luA -IOOO0uUA.

224

Minimalne 5 typov primarnych filtrov s
automatickou vymenou.

5 typov primarnych filtrov s
automatickou vymenou.
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4 rozmery meracej plochy: 1, 3, 5a 10
mm, automatické prepinanie

2.2.5 | 10 mm, automatické prepinanie kolimatora. kolimatora
2.3 | Detektor: Detektor:
2.3.1 | Kremikovy driftovy detektor (SDD). Kremikovy driftovy detektor (SDD).

2.3.2

Chladenie Peltierom.

Chladenie Peltierom.

24

Meraci priestor:

Meraci priestor:

241

Velkost vzorky minimalne 300 x 275 x 100 mm.

Velkost vzorky 300 x 275 x 100 mm.

242

Atmosféra vzduch, vakuum , He.

Atmosféra vzduch, vakuum , He.

243

Automaticky podava¢ pre minimalne 12
Standardnych vzoriek s priemerom minimalne
37mm.

Automaticky podavac pre 12
Standardnych vzoriek s priemerom
37mm

244

Farebna kamera pre presné nastavenie
meracieho miesta s automatickym ulozenim
obrazka vzorky pri spusteni analyzy k datovému
suboru.

Farebna kamera pre presné nastavenie
meracieho miesta s automatickym
ulozenim obrazka vzorky pri spusteni
analyzy k datovému suboru.

25

Softvér musi umoznovat:

Softvér umoznuje:

251

moznost kvalitativnej analyzy,

moznost kvalitativnej analyzy,

252

moznost kvantitativnej analyzy - metdda
kalibracnej krivky, korekcia koexistujucich
elementov,

moznost kvantitativnej analyzy -
metoda kalibracnej krivky, korekcia
koexistujucich elementov,

253

moznost metddy fundamentalnych parametrov
(FP),

moznost metddy fundamentalnych
parametrov (FP),

254

moznost FP metddy tenkych vrstiev,

moznost FP metddy tenkych vrstiev,

255

moznost FP metddy pozadia,

moznost FP metddy pozadia,

256

automatické korekéné funkcie (korekcia
energie, korekcia FWHM),

automatické korekcné funkcie (korekcia
energie, korekcia FWHM),

257

korekcie pozadia na zaklade interného
Standardu,

korekcie pozadia na zaklade interného
Standardu,

258

automaticky vyber najlepSej kalibracnej krivky
pre merany material podla jeho odozvy,

automaticky vyber najlepSej kalibracne;j
krivky pre merany material podfa jeho
odozvy,

259

automatické ukoncenie analyzy pri vzorkach s
koncentraciou vysoko nad alebo hlboko pod
koncentraciou Standardu,

automatické ukoncenie analyzy pri
vzorkach s koncentraciou vysoko nad
alebo hlboko pod koncentraciou
Standardu,
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zabudované metddy pre kvantitativne a
kvalitativne merania praskov, kvapalin,
emulzii, plastov, kovov, vrstiev, v
réznych atmosférach,

mat funkciu identifikacie neznamych

funkcia identifikacie neznamych

2.5.11 | materialov na zaklade kniznice dat, materidlov na zaklade kniZznice dat,
moznost analyzy zlozenia a hrubky
2.5.12 | moznost analyzy zlozenia a hrubky vrstiev, vrstiev,
automaticky report s udajmi o elementoch, automaticky report s udajmi o
2.5.13 | koncentraciach, odchylke, elementoch, koncentraciach, odchylke,
report generator pre vlastnud formu
2.5.14 | report generator pre vlastnu formu reportu. reportu.
Zariadenie musi byt vybavené nasledujucim Zariadenie je vybavené nasledujucim
2.6 | prisluSenstvom: prislusenstvom:
dielmi potrebnymi pre meranie vo vakuu a v dielmi potrebnymi pre meranie vo
2.6.1| atmosfére He, vakuu a v atmosfére He,
sadou doporuceného spotrebného
2.6.2 | sadou doporuceného spotrebného materialu, materialu,
2.6.3 | radiacou jednotkou. radiacou jednotkou.

V Bratislave 26.5.2015

RNDr. Cubomir Mach/

konatel’
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Splnenie technickej Specifikacie
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Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Hmotnostny a infracerveny spektrometer pre termicky analyzator
Netzsch STA 449 F1 Jupiter

Poziadavka Splnenie
Polozka €. 31: Hmotnostny a
infracerveny spektrometer pre
termicky analyzator Netzsch STA 449
FI Jupiter Spifia
61 ZAKLADNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Predmetom zakazky je doplnenie
simultanneho termického analyzatora
NETZSCH STA 449 FI Jupiter o dva
pridavné moduly umoznujuce analyzu

rozkladnych produktov pocas Spifha
termoanalytickych merani, a to Hmotnostny spektrometer QMS
hmotnostny spektrometer a 403 D od vyrobcu Netzsch
infraterveny spektrometer (dalej tiez | FTIR spektrometer TENSOR 27
61.1 len ,Pristroj"). Od vyrobcu Bruker
62 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

UchadzaCom ponukany predmet
zaékazky musi spifiat nasledovné
minimalne poziadavky na funkéné a

vykonnostné parametre: Spina
Spifha
Infraerveny spektrometer Tensor27

Infraerveny spektrometer s
rozsahom minimalne 350-8000cm-"'s | Spifia,

uzatvorenou optikou a ucinnym Rozsah 350 - 8000 cm ', rozliSenie
vysuSovanim optiky na meranie IR 1,0 cm"'. Uzatvorena optika
spektier plynnych produktov a vysusovanie pomocou kartridzov
vzniknutych rozkladom vzoriek pri na baze molekulovych sit.
termoanalytickych meraniach (TG) Spektrometer je uréeny ako
kompatibilny a pripojitelny k prislusenstvo k termickému
simultannemu termickému analyzatoru Netzch STA 449 FI

62.1 analyzatoru NETZSCH STA 449 FlI Jupiter
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Jupiter.

Privod plynnych rozkladnych

produktov musi byt zabezpeleny cez

kapilaru s dizkou minimalne 14 m

vyhrievanu na teplotu minimalne Splna,

220°C na zabranenie kondenzécie Kapilara dizky 1,4 m vyhrievanie az
62.2 reakénych produktov. na teplotu 230°C

Program pre riadenie infraCerveného

spektrometra a vyhodnocovanie dat

musi pre kvalitativhu analyzu plynov

obsahovat vystup v analégovom a

grafickom formate spektra v zavislosti

na Case. Softvér musi byt

kompatibilny s riadiacim softvérom

Proteus® simultanneho termického

analyzatora NETZSCH STA 449 FI

Jupiter, aby umoznoval simultanne

zobrazenie a vyhodnocovanie TG, Spifa,

DTA, DSC a MS kriviek v uzivatefom Softvérovy modul v zmysle
62.3 zvolenom grafickom prostredi. poziadaviek

Napajanie pristroja musi zodpovedat

Standardom elektrickej siete v SR, t.j.
62.4 230V a 50/60 Hz. Spina

Musi umozrovat meranie v rozsahu Splna,
62.5 vino¢tov minimalne 350-8000cm™ 350 - 8000 cm™

Pri merani a zdzname spektier bude Spina
62.6 rozliSenie minimalne 1 cm"". 1,0 cm™

Spina

Hmotnostny spektrometer QMS 403 D

Hmotnostny spektrometer s

rozsahom merania minimalne od 1 do

300 amu na meranie hmotnostnych

spektier plynnych produktov

vzniknutych rozkladom vzoriek pri

termoanalytickych meraniach (TG) Splna,

kompatibilny a pripojitefny k Rozsah merania 1 - 300 amu

simultannemu termickému Zariadenie je uréené na pripojenie

analyzétoru NETZSCH STA 449 FlI k termickému ana|yza’t0ru
62.7 Jupiter. NETZSCH STA 449 FI Jupiter
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Pristroj musi umoziovat meranie
hmotnostnych spektier (MS) v
rozsahu minimalne 1 - 300 amu

Spifa,

62.8 (atdbmova hmotnost). Rozsah 1-300 amu
Pristroj musi umoznovat privadzanie
plynu z termického analyzatora cez Spina,
62.9 vyhrievanu prepojovaciu trubicu. Spiia, vyhrievanie az do 300°C
Spifa,
Pristroj musi byt vybaveny vysoko- Cerpanie turbomolekularnou
62.10 |vakuovym cerpacim systémom. vyvevou
Pristroj musi byt vybaveny Spifa,
programom na vyhodnocovanie Zakladny softvér a softvérové
62.11 nameranych dat. rozSirenie QuadStar
Napajanie pristroja musi zodpovedat
§tandardom elektrickej siete v SR, t.j. | Spifia,
62.12 | 230V a50/60Hz 230V, 50 aj 60 Hz
Jednostupniovy ohrievany privod pre
vstup plynu musi byt rieSeny
kremennou kapilarou alebo Spifa,
62.13 | ekvivalentnym rieSenim. Vymenitefna kapilara
Cerpaci vakuovy systém musi byt Spifa,
vybaveny turbomolekularnou Cerpaci systém na baze suchého
pumpou a bezolejovou diafragmovou | vakua -turbomolekularna vyveva
62.14 | pumpou. a membranova vyveva.
Cerpaci vakuovy systém musi byt Spifia,
ovladany programovym prostredim Automatizované ovladanie
62.15 |riadiacej jednotky pristroja. cerpania pomocou softvéru
Riadiaca jednotka s programatorom
musi umozfiovat zber dat zo 64 Spifia,
62.16 | kanalov. 64 kanaov
Program pre riadenie a
vyhodnocovanie dat musi pre
kvalitativhu analyzu plynov obsahovat
vystup v analégovom a grafickom
formate spektra v zavislosti na Case.
Musi byt kompatibilny s riadiacim
softvérom Proteus® simultanneho
termického analyzatora NETZSCH STA
449 FI Jupiter, aby umoznoval
simultanny Start teplotného
programu pristroja NETZSCH STA 449
Fl a MS analyzy, a simultanne
zobrazenie meranych kriviek" a Spifia,
vyhodnocovanie TG, DTA, DSC a MS Softvér s pozadovanou
kriviek v uzivatelom zvolenom kompatibilitou je sucastou
62.17 | grafickom prostredi. dodavky
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Pristroj musi byt vybaveny kapilarou
pre pripojenie k simultannemu
termickému analyzatoru NETZSCH
STA 449 Fl Jupiter s dizkou min. 1,75

m a adaptérom pre pripojenie Splfia,

62.18 | kapilary. Dizka kapilary 1,8 m
Pristroj musi zabezpe&ovat ohrev Spifia,

62.19 | kapilary na teplotu min. 300°C. Ohrev na 300°C

V Bratislave 26. méja 2015

RNDr. Cubomir Mach
konatel’
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Splnenie technickej Specifikacie

Cast’ II

Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

%%%omémvch sil pre Ramanov spektrometer Renishaw In Via

Vyrobca: Bruker Corporation
Model: Innova-IRIS
Poziadavka Splnenie
Polozka ¢. 32: Mikroskop atomarnych sil pre Ramanov spektrometer Renishaw In Via
ZAKLADNY OPIS
63.1 Predmetom zakazky je doplnenie Spiiia
existujiceho Ramanovho spektrometra (Predmetom zéakazky je doplnenie
Renishaw In Via o mikroskop atomarnych sil | existujuiceho Ramanovho spektrometra
(atomic force microscopy, AFM), ¢im Renishaw InVia o mikroskop atomarnych
zabezpeci ko-lokalnu moznost’ snimania sil (atomic force microscopy, AFM), ¢im
Ramanovych spektier a AFM mikroskopie s | zabezpeéi ko-lokalnu moznost’ snimania
vyhodou zvysenia citlivosti Ramanovskej Ramanovych spektier a AFM
spektroskopie TERS metodou. mikroskopie s vyhodou zvysenia citlivosti
Ramanovskej spektroskopie TERS
metddou.)
POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
64.1 Pozaduje sa optické prepojenie existujuceho Spii
. . plna
Ramanoyho spektrometra Remshavy InVia a (Optické prepojenie existujiceho
AFM mikroskopu umoziujuce osvit AFM Ramanovho spektrometra Renishaw
hrotu v konfiguracii z boku pod uhlom 60° InVia a AFM mikroskopu umoZiiujice
pomocou optického ramena s vyuzitim osvit AFM hrotu v konfiguracii z boku
zrkadlovej optiky a x50 SLWD objektivu. pod uhlom 60° pomocou optického
ramena s vyuzitim zrkadlovej optiky a
x50 SI WD. objektivu.)
64.2 Pre ucinnu a efektivnu kontrolu stopy laseru Splna
s AFM hrotom pre ko-lokalizované Raman / (Pre u¢innu a efektivnu kontrolu stopy



http://www.kvant.sk

KVANT,

AFM a TERS merania musi byt moznost’
polohovania optického ramena s x50 SLWD
objektivom v smeroch X, Y a Z v krokoch
po 100 nm.

Kvant spol. s r.o., FMFI UK, Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

Tel./Fax: 02 65411344,02 65411353
ICO: 31398294, IC-DPH: SK 2020330565
e-mail: kvant(5)kvant.sk, web: www.kvant.sk

laseru s AFM hrotom pre ko-lokalizované
Raman / AFM a TERS merania je
moznost’ polohovania optického ramena s
x50 SLWD objektivom v smeroch X, Y a
Z v krokoch po 100 nm.)

64.3 Vizualizacia nastavenia laserovej stopy na Spiiia
AFM hrote musi byt sprostredkovana (Vizualizacia nastavenia laserovej stopy
vstavanou farebnou videokamerou. na AFM hrote je sprostredkovana

vstavanou farebnou videokamerou.)

64.4 Prepinanie drahy laseru medzi AFM Spiia
mikroskopom a Ramanovym spektrometrom (Prepinanie drahy laseru medzi AFM
musi byt automaticky riadené softvérom. mikroskopom a Ramanovym

spektrometrom je automaticky riadené
softvérom.)

64.5 Pozaduje sa d’alSie mozné vyuzitie Spina
prepojovacieho optického ramena bez AFM, (Zariadenie umoziuje d’alSie mozné
napr. na meranie vzoriek s va¢§imi vyuzitie prepojovacieho optického
rozmermi. Pre tieto ucely sa pozaduje ramena bez AFM, napr. na meranie
moznost’ zmeny uhla x50 SL WD objektivu v vzoriek s va¢$imi rozmermi. Pre tieto
krokoch po 15° v rozsahu od 0° do 90°. ucely je moznost’ zmeny uhla x50 SLWD

objektivu v krokoch po 15° v rozsahu od
0° do 90°)

64.6 AFM musi skenovat’ vzorku vo vsetkych Spina
troch smeroch X, Y a Z. Hrot musi zostat (AFM skenuje vzorku vo vsetkych troch
fixny pre zaistenie ¢o najlepSej kontroly sily | smeroch X, Y a Z. Hrot zostava fixny pre
a nizkemu driftu. zaistenie ¢o najlepsej kontroly sily a

nizkemu driftu.)

64.7 AFM hlava musi umoziovat’ otvoreny Spina
pristup, aby bolo mozné pouzitie objektivu s | (AFM hlava umoziiuje otvoreny pristup,
vel'kou pracovnou vzdialenostou s vysokym aby bolo mozné pouzitie objektivu s
lateralnym rozliSenim optického obrazu vel'kou pracovnou vzdialenostou s
vzorky a pre rychle najdenie vhodnej plochy | vysokym lateralnym rozliSenim optického
vzorky. obrazu vzorky a pre rychle najdenie

vhodnej plochy vzorky.)

64.8 AFM musi byt’ zaloZeny na tzv. closed-loop Spiiia
skeneri pre rychle pribliZzenie, presné (AFM je zalozeny na tzv. closed-loop
polohovanie pri silovej spektroskopii a pre skeneri pre rychle pribliZzenie, presné
nanolitografické aplikacie. Senzor polohovanie pri silovej spektroskopii a
umoznujuci tento proces musi byt napojeny pre nanolitografické aplikacie. Senzor
cez skener. umoznujuci tento proces je napojeny cez

skener.)

64.9 AFM musi umoziovat jednoduché pouzitie Spiiia
predinstalovanych ako aj (AFM umoznuje jednoduché pouzitie
nepredinstalovanych (vymenitel'nych) predinstalovanych ako aj
hrotov. nepredin$talovanych (vymenitel'nych)

hrotov.)

64.10 | Praca v kvapalinach musi byt mozna ako v Spiiia

uzatvorenych tak aj v otvorenych nadobkach
v kontaktnom ako aj v oscilatnom rezime.

(Praca v kvapalinach je mozna ako v
uzatvorenych tak aj v otvorenych
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nadobkach, v kontaktnom ako aj v
oscilacnom rezime. Uzatvorené nadobky
umoznuju vymenu kvapaliny.)

64.11 Osvetlenie, opticky zoom, dosadanie hrotu a Spina
kontrola sklonu v Z-ovej osi musia byt (Osvetlenie, opticky zoom, dosadanie
motorizované a riadené pomocou softvéru. hrotu a kontrola sklonu v Z-ovej osi st
motorizované a riadené pomocou
softvéru.)
64.12 |AFM musi poskytovat’ rezimy - kontaktny a Spina
trenie, oscilujuci rezim a zobrazovanie fazy, (AFM poskytuje rezimy - kontaktny a
EFM (Electric Field Microscopy - trenie, oscilujici rezim a zobrazovanie
mikroskopia elektrického pola) a Kelvinovu | fazy, EFM (Electric Field Microscopy -
silovii mikroskopiu (Kelvin Force mikroskopia elektrického pola) a
Microscopy) v obidvoch alebo aj vjedinom Kelvinovu silova mikroskopiu (Kelvin
priechode, MFM (Magnetic Force Force Microscopy) v obidvoch alebo aj v
Microspopy - magneticka silova jedinom priechode, MFM (Magnetic
mikroskopia) v dvojitom priechode, Force Microspopy - magneticka silova
nanolitografiu a nanomanipulacie, silovl mikroskopia) v dvojitom priechode,
spektroskopiu s closed-loop osou Z. nanolitografiu a nanomanipulacie, silovi
spektroskopiu s closed-loop osou Z.)
64.13 | Pozaduje sa aj meranie v rezime STM Spina
(scanning tunneling microscopy). (Umoziluje aj meranie v rezime STM
(scanning tunneling microscopy).)
64.14 Skener musi minimalne obsiahnut’ plochu Spina
90x90x5 um. (Skener obsiahne plochu vécsiu ako
90x90x7,5 um.)
64.15 Softvér musi zobrazovat’ najmenej 16 Spina
kanalov. (Softvér zobrazuje 16 kanalov.)
64.16 | Systém musi dosiahnut’ atomové rozliSenie s Spina
velkym skenerom. Musi tiez obsahovat (Systém dosiahuje atdmové rozliSenie s
moznost’ pouzitia malého skenera. velkym skenerom. Obsahuje tiez
moznost’ pouzitia malého skenera.)
64.17 Sum s pouzitim rezimu zapnutého cloosed- Spina
loop XY musi byt mensi ako 1,2 nm rms pri (Sum s pouzitim rezimu zapnutého
1 kHz Sirke pasma. cloosed-loop XY je mensi ako 1,2 nm rms
pri 1 kHz sirke pasma.)
64.18 | Linearizovany Z Sum musi byt men$i ako Spina
0,2 nm pri Sirke pasma 625 Hz. (Linearizovany Z Sum je mensi ako 200
pm pri Sirke pasma 625 Hz.)
64.19 | AFM musi byt dodany kompletny, teda Spina
vratane riadiacej PC jednotky s dvoma LCD (AFM bude dodany kompletny, teda
monitormi, riadiaceho softvéru a so ststavou | vratane riadiacej PC jednotky s dvoma
hrotov pre pracu vo vsetkych pozadovanych | LCD monitormi, riadiaceho softvéru a so
modoch. sustavou hrotov pre pracu vo vSetkych
pozadovanych mddoch.)
64.20 | Musi obsahovat aj akusticky $tit, ktorym Spina

bude mozné systém uzatvorit’ spolu s
optickou castou.

(Obsahuje aj akusticky §tit, ktorym bude
mozné systém uzatvorit’ spolu s optickou
Cast'ou.)
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64.21 TERS (Tip Enhanced Raman Spectroscopy) Spiiia
musi spifat’ nasledujuce technické (TERS (Tip Enhanced Raman
parametre: Spectroscopy) spiiia nasledujuce
technické parametre:)
64.22 | Musi obsahovat’ skenovaci mikroskop Spiia
(Scanning Probe Microscop - SPM) a (Obsahuje skenovaci mikroskop
komerc¢ne dostupné TERS sondy. (Scanning Probe Microscop - SPM) a
komerc¢ne dostupné TERS sondy.)
64.23 Sondy su kvalifikované pre TERS Spiiia
spektroskopiu iba v pripade, ak poskytuju (Sondy su kvalifikované pre TERS
faktor zosilnenia na minimalnej Grovni 10. spektroskopiu iba v pripade, ak poskytuju
Faktor zosilnenia je pritom definovany ako faktor zosilnenia na minimalnej Grovni
pomer signalov tip-in a tip-out. Vhodnost’ 10. Faktor zosilnenia je pritom
sond musi byt dokumentované dodavatel'om | definovany ako pomer signalov tip-in a
na dodanej vzorke. tip-out. Vhodnost’ sond je dokumentovana
dodavatel'om na dodanej vzorke.)
64.24 | TERS sondy musia umoziovat TERS Spiia
merania minimalne pri ramanovskych (TERS sondy umoznuju TERS merania
excitaénych frekvenciach 633 nm and 785 pri ramanovskych excitaénych
nm frekvenciach 633 nm a 785 nm.)
64.25 SPM musi byt’ integrovany so systémom Spiiia
Ramanovho spektrometra: (SPM je integrovany so systémom
Ramanovho spektrometra:)
64.25.1 |V realnom ¢ase umoznovat’ striedanie TERS Spiiia
a a Ramanovej Spektroskopie tak. ze stolik (V realnom ¢ase umoziuje striedanie
TERS skenovacieho mikroskopu sa vyziva aj| TERS a a Ramanovej Spektroskopie tak,
pre Ramanov spektrometer. ze stolik TERS skenovacieho mikroskopu
sa vyziva aj pre Ramanov spektrometer.)
64.25.2 | Umoznovat uplne nezavislé pouzitie SPM Spina
and Ramanovho spektrometra. (Umoznuje uplne nezavislé pouzitie SPM
and Ramanovho spektrometra.)
64.25.3 | SPM a Ramanov spektrometer musia byt Spiiia
obidva vybavené kompletnym softvérom na | (SPM a Ramanov spektrometer su obidva
analyzu spektier. vybavené kompletnym softvérom na
analyzu spektier.)
64.26 | SPM musi umoziovat skenovanie vzorky v Spina
smeroch X, Y a Z. (SPM umoziuje skenovanie vzorky v
smeroch X, Y aZ.)
64.27 | SPM musi umoznovat bo¢ny opticky pristup Spiia
(side-optical access) s numerickou apreturou | (SPM umoziuje bo¢ny opticky pristup
minimalne 0,42 tak aby boli mozné TERS (side-optical access) s numerickou
merania nepriehl'adnych vzoriek. apretirou aspon 0,42 tak aby boli mozné
TERS merania nepriehl'adnych vzoriek.)
64.28 | SPM musi poskytovat’ atdmové rozlisenie s Spina
vyuzitim skenera, ktory poskytuje (SPM poskytuje atomové rozliSenie s
minimalny XY rozsah 90 mikrometrov. vyuzitim skenera, ktory poskytuje XY
rozsah viac ako 90 mikrometrov.)
64.29 | TERS merania musia byt mozné na

nepriesvitnych i priehladnych vzorkach.

Spina

(TRRQ : 4 4
UTERS IICTdllla SU HIOZNT 11a
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nepriesvitnych i priehl'adnych vzorkach.)

64.30 | Motorizovany posuv a naklon hrotu musia Spliia
mat’ minimalny rozsah 18 mm v smere Z a (Motorizovany posuv a naklon hrotu maju
+/-15°C. rozsah 18 mm v smere Z a +/-15°C.)

V Bratislave, dna 26.05.2015
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Studentska 2

911 50 Trencin

Splnenie technickej Specifikacie
Cast’ II

Zariadenia pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Polozka ¢. 33 Modul na meranie mikrodifrakcie pre RTG difraktometer
Panalytical Empvrean

Vyrobca: PANalytical B.V.
Model: Mikrodifrakény objektiv 50 um HR
Poziadavka Splnenie

Polozka¢.33:
Modul na meranie mikrodifrakcie pre RTG difraktometer Panalytical Empyrean

ZAKLADNY OPIS

65.1 Predmetom zakazky je modul rozsirujaci Spina

existujuci RTG difraktomete.r Panalytical (Predmetom zakazky je modul rozsirujici

Erppyre?an 0 moznost merania existujuci RTG difraktometer Panalytical

mikrodifrakcie - polykapilary na Empyrean o moZnost merania

fokusovanie RTG Zziarenia do uzkeho zvizku mikrodifrakcie - polykapildry na

s vysokou intenzitou optimalizovany na fokusovanie RTG Ziarenia do tizkeho

mikrodifrakéné merania, analyzu pnuti a zviizku s vysokou intenzitou

textary v jednotlivych bodoch vzoriek (dalej optimalizovany na mikrodifrakéné

len ,,Zariadenie" alebo len ,,Pristroj"). merania, analyzu pnuti a textry v
jednotlivych bodoch vzoriek (d’alej len

Zariadenie" alebo len ,,Pristroj").)

POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

66.1 RTG optika - polykapilara musi Spiiia

umozinovaz fokusovanie RTG ziarenia (RTG optika - polykapilara umoziuje

do uzkeho zvézku s vysokou intenzitou. | fokusovanie RTG Ziarenia do uzkeho zvizku s
vysokou intenzitou.)

66.2 Polykapilara musi zabezpecit' fokusaciu Spiiia
RTG Ziarenia na vzorke do bodu s (Polykapilara zabezpeci fokusaciu RTG
priemerom nie Va¢$im ako 50 £ 5 um. ziarenia na vzorke do bodu s priemerom 50 +

5 um.)
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66.3 Optika musi byt optimalizovana na Spiiia
mikrodifrak¢né merania, analyzu pnuti a o .o , . . .
textary v jednotlivych bodoch vzoriek s (Optika je qptlmalllzovana r{a m1kr9d1frakcne
rozliSenim rovnym, alebo mens§im ako |. merania, analyzu pputl 4 tex??ry,v o
0.5 °. jednotlivych bodoch vzoriek s rozlisenim 0,5°)
66.4 Modul musi byt kompatibilny a Spiiia
pripoj itelny pomocou systému PreFIX (Modul je kompatibilny a pripojitel'ny
do RTG difraktometra Panalytical pomocou systému PreFIX do RTG
Empyrean. difraktometra Panalytical Empyrean.)
66.5 Moznost RTG difrakéného merania v Spiiia
bode s priemerom nie vd¢§im ako 50 £ 5 | (Moznost’ RTG difrakéného merania v bode s
um. priemerom 50 £ 5 um.)
66.6 Moznost’ vykonavat’ mikrodifrakéné

merania, analyzu pnuti a textary v
jednotlivych bodoch vzoriek s
rozliSenim rovnym, alebo mensim ako
0,5 °.

Spina
(Moznost’ vykonavat’ mikrodifrakéné merania,
analyzu pnuti a textury v jednotlivych bodoch
vzoriek s rozlisenim 0,5°.)

V Bratislave, dna 26.05.2015

-
~



http://www.kvant.sk

Kvant spol. s r.o.,, FMFI UK, Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

A ; Tel/Fax: 02v65411344,02 65411353

KVA N T 1CO: 31398294, IC-DPH: SK 2020330565
e-mail: kvant@kvant.sk, web: www.kvant.sk

Pre:

Trencéianska univerzita Alexandra Dubdéeka v Trenéine
Studentska 2

911 50 Trencin

Splnenie technickej Specifikacie
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Zariadenie pre testovanie chemickych a spektralnych vlastnosti materialov

Kompenzator magnetickych poli k elektronovému mikroskopu Jeol 7600F

PoZiadavka Splnenie
PolozZka €. 34: Kompenzator magnetickych poli k elektrénovému mikroskopu Jeol
7600F
67 ZAKLADNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY Spifa
|

Predmetom zakazky je kompenzator

magnetickych poli sliziaci na odtienenie

ruSivych elektromagnetickych poli pri

prevadzke elektrénového mikroskopu JEOL

7600f inStalovaného na pracovisku, ktoré

je schopné komunikacie s instalovanym

elektréonovym mikroskopom JEOL7600f Spina,

(dalej len ,Zariadenie" alebo len 78200 DAMC od spolo¢nosti
67.1 »Pristroj"). JEOL
68 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

Uchadzadom ponukany predmet zakazky musi spifiat nasledovné

minimalne poziadavky na funkéné a vykonnostné parametre:

Vzhladom na to, Ze nainStalovany

rastrovaci elektronovy mikroskop JEOL JSM

7600F je vybaveny dvoma zobrazovacimi

modmi MAG a LOW-MAG, ktoré su

prepinatelné bez akejkolvek saturacie,

musi pontkané zariadenie spifat
68.1 nasledujuce funkcie: Spifia

musi pracovat automaticky a bez zasahu Spifa,

obsluhy (s vynimkou zapnutia a vypnutia Systém po uvedeni do chodu
68.1.1 | zariadenia), pracuje samocinne

musi byt schopny sa bez zgsahu obsluhy Spina,

prispésobit aj velkym zmenam Systém pracuje samocginne,
68.1.2 | kompenzovaného magnetického pola, automaticky kompenzuje aj
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velké zmeny magnetického
pola do 5.0 uT

musi mat pripojené a vyuzivat dva

detektory magnetického pola pre moznost
kompenzacie zlozitych vonkaj$ich Spifia,
68.1.3 | podmienok,

Splna,

musi byt schopné vykompenzovat hodnoty | Trojosa kompenzacia,
magnetického pola na hodnotu nizSiu nez | potlacenie -40 dB pre
I00NT v kazdom smere a v celom priestore | vonkajsie hodnoty az 5,0 uT,
68.1.4 | tubusu mikroskopu. to zodpoveda urovni 50 nT

V Bratislave 26. maja 2015

RNDr. Cubomir Mach
konatel’
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